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SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections —

General requirements, test methods and practical guidance
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This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1994, and its
Amendment 1 (2000). This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) Transferred Clauses 9 to 13 into Annex A (informative).

b) The figures were re-drawn for clarity.
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The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/2804/FDIS 48B/2820/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60352 series, published under the general title Solderless
connectjons, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unch@anged puntil the
stability|date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch” in the«data rglated to
the speg¢ific document. At this date, the document will be
e reconfirmed,

e withdrawn,

o replaced by a revised edition, or

e amepded.
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INTRODUCTION

The two following parts of IEC 60352 are available on solderless insulation displacement
connections:

— Part 3: Accessible insulation displacement (ID) connections — General requirements, test
methods and practical guidance;

— Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections — General requirements,
test methods and practical guidance.

NOTE In this document the term "insulation displacement” is abbreviated to "ID", for example "ID connection", "ID
termination”.

Figure 1 illustrates examples of accessible and non-accessible insulation dispIeLcement
connectjons that clarify the difference among them.

Part 4 includes requirements and relevant tests (normative) as well as a practical guidance in
Annex A (informative) for non-accessible ID connections.

Two tesft schedules are provided:

— the [basic test schedule which applies to insulation displacement connection$ which
confprm to all prerequisites of Clause 5. It is derived from experience with sugcessful
appljcations of such connections;

— the full test schedule which applies to insulation disptacement connections which do not
fully[conform to all prerequisites of Clause 5, forrexample which are manufacturgd using
materials or finishes not included in Clause 5.

This philosophy permits cost and time effective\performance verification using a limited basic
test schedule for established insulation displacement connections and an expanded |full test
schedulg for connections requiring more exténsive performance validation.

The suifability of the non-accessible(ID’ connection implies that the specified requirements and
tests apply to all factors involved:ifiproducing a suitable ID connection, namely:
— the ID termination, which may be part of a single-pole or multipole connector;
— the wire (or range of wires) for which the termination is suitable;

— the fools (if any) required to produce that type of solderless connection.

The practical guidance provided in Annex A (informative) serves as a guideline|for the
required workmanship. Attention is drawn to the fact that some industries (e.g. autgmotive,

aerospdce, /nuclear, military) may have specific workmanship standards and/or| quality
requirements; which are outside the scope of this document.

Figure 1 — Example of accessible and non-accessible
insulation displacement connection
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IEC Guide 109 advocates the need to minimise the impact of a product on the natural
environment throughout the product life cycle.

It is understood that some of the materials permitted in this document can have a negative
environmental impact.

As technological advances lead to acceptable alternatives for these materials, they will be
eliminated from the document.
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1

SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections —

General requirements, test methods and practical guidance

Scope

This part of IEC 60352 is applicable to non-accessible ID connections for which the tests and

measur¢ments according to Clauses 6 through 8 are suitable and which are made with:

for use

Informa
procedy
conditio

There dre different designs and materials for ID terminations in use. For this reas
fundamd
of the w|

The pur|

2

The foll
content
cited ap
any amendments) applies.

appn
wire

wire

to d
elec

to g
conf

Nor

opriately designed ID terminations;
5 having solid round conductors of 0,25 mm to 3,6 mm nominal diameter;
5 having stranded conductors of 0,05 mm?2 to 10 mm?2 cross-sectiagnal’ area;

n electrical and electronic equipment and components.

ion on materials and data from industrial experience is inicluded in addition to
res to provide electrically stable connections under prescribed enviro
ns.

ental parameters of the termination are spegified, while the performance requi
ire and the complete connection are specified in full detail.

bose of this document is:
pbtermine the suitability of non-accessible ID connections under specified mec
rical and atmospheric conditions;

rovide a means of comparing test results when the tools used to m
ections, if any, are of different designs or manufacture.

mative references

pwing docudments are referred to in the text in such a way that some or all
constitutes requirements of this document. For dated references, only the]
plies..[For‘'undated references, the latest edition of the referenced document (i

the test
nmental

bn, only
rements

hanical,

hke the

of their
edition
ncluding

IEC 60050-581, International Electrotechnical Vocabulary — Part 581: Electromechanical
components for electronic equipment

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60228, Conductors of insulated cables

IEC 60512-1, Connectors for electrical and electronic equipment — Tests and measurements —
Part 1: Generic specification

IEC 60512-1-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-1:
General examination — Test 1a: Visual examination
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IEC 60512-2-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-1:
Electrical continuity and contact resistance tests — Test 2a: Contact resistance — Millivolt level
method

IEC 60512-2-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-2:
Electrical continuity and contact resistance tests — Test 2b: Contact resistance — Specified
test current method

IEC 60512-2-5, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-5:
Electrical continuity and contact resistance tests — Test 2e: Contact disturbance

IEC 60512-6-4, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 6-4:
Dynamic stress tests — Test 6d: Vibration (sinusoidal)

IEC 60912-9-2, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements 5"Fart 9-2:
Endurance tests — Test 9b: Electrical load and temperature

IEC 60512-11-1, Connectors for electrical and electronic equipment’ — Tests and
measuréments — Part 11-1: Climatic tests — Test 11a — Climatic sequence

IEC 60512-11-4, Connectors for electronic equipment — Tests and méasurements — Part 11-4:
Climatiq tests — Test 11d: Rapid change of temperature

IEC 605912-11-7, Connectors for electronic equipment — Tests~and measurements — Part 11-7:
Climatic tests — Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test

IEC 60512-11-9, Connectors for electronic equipment —<Tests and measurements — Part 11-9:
Climatic tests — Test 11i: Dry heat

IEC 605912-11-10, Connectors for electronic:Cequipment — Tests and measurements -—
Part 11410: Climatic tests — Test 11j: Cold

IEC 605112-11-12, Connectors for eleectronic equipment — Tests and measurenjents —
Part 11412: Climatic tests — Test 11m«Damp heat, cyclic

3 Termms and definitions

For the|purposes of thisTdocument, the terms and definition provided in IEC 60050-581 and
the follgwing apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the fpllowing
addressles:

o |EC [Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at htfp://www.iso.org/obp

3.1
conductor
part of the cable or wire intended to carry electric current

Note 1 to entry: The conductor may be
a) solid — made of a single strand of circular cross-section;

b) stranded — made of several strands of circular cross-section assembled either by laying up concentrically or by
bunching, and without insulation between them.

Note 2 to entry: The properties of the copper are in accordance with IEC 60228.

[SOURCE: IEC 60189-1:2018, 3.1, modified — Note 2 to entry has been added.]
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3.2

wire

insulated conductor or assembly of several insulated conductors, laid up together and which
may be provided with a screen

Note 1 to entry: The wire may be
a) single — consists of a single insulated conductor;

b) multiple — consists of several insulated conductors.

[SOURCE: IEC 60189-1:2018, 3.2, modified — deletion of "low frequency" in the title and the
Note 2 to entry listing designations.]

3.3
insulation displacement connection
ID connection
solderless electrical connection made by inserting a single wire into a precisely controfled slot
in a termination such that the sides of the slot displace the insulation” and defprm the
conductpr of a solid wire or the strands of a stranded wire to produce a gas-tight conngction
SEE: Figure 2.

Single wire

h_ / : gé I § :’1 ®' )=
:\'-’C/ - | . Ribbon cable with
ID termination - o stranded conductgrs
IEC
Figure 2 ~Insulation displacement connection

3.3.1

accessible insulation displacement connection
accessible ID connection

ID connlection in which it is possible to access test points for carrying out mechanigal tests
(for example, transverse extraction force) and electrical measurements (for example,|contact
resistance) without deactivation of any design feature intended to establish and/or maintain
the ID cpnnection (see IEC 60352-3)

3.3.2
non-accessible insulation displacement connection

non-accessible ID connection

ID connection in which it is not possible to access test points for carrying out mechanical tests
such as transverse extraction force and some electrical measurements (for example, contact
resistance) without deactivation of any design feature intended to establish and/or maintain
the ID connection, mainly where the ID connection is enclosed in a component

3.4

insulation displacement termination

ID termination

termination designed to accept a wire for the purpose of establishing an ID connection
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3.4.1

reusable insulation displacement termination
reusable ID termination

ID termination that can be used more than once

3.4.2

non-reusable insulation displacement termination
non-reusable ID termination

ID termination that can be used only once

3.5
slot
speciall}y shaped opening in an ID fermination suitable to provide either connection_¢r strain
relief

SEE: Figure 3.
g
’F/ Connection slot
Strain relief slot or —T B <
second connection slot t\
IEC
Figure 3 — Slot
3.5.1

connection slot
specially shaped opening invan ID termination suitable to displace the insulation of a Wwire and
to ensufe a gas-tight connection between the termination and the conductor(s) of the wire

Note 1 tolentry: In certaih.cases a second connection slot is used to provide for a double connection.

3.5.2
strain relief slot
specially shaped opening in an ID termination suitable to provide for strain relief

3.6
beam
specially shaped metallic part of an ID termination on each side of the slot
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SEE: Figure 4.
/—\ /—'\\
.\,> Beams
Slot
//
. - ID termination
o>
IEC (19
Figure 4 — Beam (-1/
‘b<°
3.7
@Q

apparent diameter
<of a st

3.8

guiding
speciall
wire(s)

fixing th
on the |

SEE: Fi

3.9

Ribbg
s

IDt

anded conductor> diameter of the circumscribing circle % bundle of strand
A\
c‘>\
block

nto the slot(s); additionally it may provide fo&o er mechanical features, for e
wire(s) in correct position(s), strain relleﬁ@the ID connection(s), secondary
D termination(s) or beams <
)

jure 5. @
N

ding block

[

shaped part of a component, for example, % onnector which guides/inserts the

xample,
loading

n cable or

ngle wires
b rmination /Q

O
3

\<<, Figure 5 — Guiding block

IEC

wire insertion tool
hand or power operated tool for producing an insulation displacement connection by inserting
the wire(s) in a controlled manner to a predetermined position into the slot(s)

[SOURCE: IEC 60050-581:2008, 581-24-27]

3.10
wire extraction tool
device for extracting the wire(s) from the insulation displacement termination

[SOURCE: IEC 60050-581:2008, 581-24-28]
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4 Workmanship

The manufacturer of non-accessible ID terminations or of components (e.g. multipole
connectors) using such terminations shall provide instructions for the assembly of non-
accessible ID connections.

Non-accessible ID connections shall be processed in a careful and workmanlike manner, in
accordance with good current practice.

Annex A (informative) provides practical guidance and may constitute a benchmark for the
assessment of workmanship.

NOTE Spme industry sectors (e.g. automotive, aerospace, marine, nuclear, military) use workmanshipyptandards
which can be considered upon agreement between manufacturer and user.

5 Prerequisites for basic test schedule

5.1 General

Non-acgessible ID connections which fulfil the following prerequisites, which are based on the
experiemce by the industry, shall be assessed in accordance with<he basic test scheddle.

All prefequisites are essential at the same level of/ importance. Non-accesdible ID
connectjons, which do not comply with all these prerequisites but are covered by the gcope of
this document, shall be assessed in accordance with.the full test schedule.

5.2 Prerequisites for ID terminations
5.2.1 Non-accessible ID terminations materials

Suitablg grades of copper alloy, such ascopper-tin (bronze), copper-zinc (brass), etc. shall be
used.

If coppé¢r-zinc alloys are used, jecare should be taken regarding stress corrosion ¢racking
effects.

5.2.2 Non-accessible-ID terminations dimensions

The quality of anonh-accessible ID connection depends on the dimensions of the non-
accessible ID termination, particularly of its slot and beams, together with the charagteristics
of the materialsssed.

The dimensions shall be chosen so as to be suitable for the wire or range of wires for which
the non-accessible ID termination is designed. The suitability is verified by applying the test
schedule given in Clauses 6 to 8.

5.2.3 Non-accessible ID terminations surface finishes

The contact area of a non-accessible ID termination shall be plated with tin or with silver,
gold, palladium or their alloys. The surface of the contact area shall be free of detrimental
contamination or corrosion.
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5.2.4 Non-accessible ID terminations design features

Non-accessible ID terminations may be distinguished according to reusability conditions and
according to a range of wire sizes that can be accommodated. This results in the following
types:

a) reusable ID terminations, designed for one specified nominal conductor diameter or cross-
section;

b) reusable ID terminations, designed for a specified range of conductor diameters or cross-
sections;

c) non-reusable ID terminations, designed for one specified nominal conductor diameter or
cross-section;

d) nonireusable ID terminations, designed for a specified range of conductor diamgters or
cross-sections.

The eddes of the beams shall be smooth and free of burrs to avoid unintentional damage to
the condluctor(s) or insulation.

5.3 Prerequisites for wires and conductors
5.3.1 Wire and conductors

Ribbon [cables or single wires with solid round conductors ,or(stranded conductors with seven
single sfrands according to IEC 60228 class 2 shall be used.

5.3.2 Conductor materials

The corlductor material shall be annealed coppety It shall have an elongation at break of not
less thap 10 %.

5.3.3 Wire and conductor dimensions
Different ranges of wires shall be used:

— single solid round conductors of 0,25 mm to 1,4 mm diameter (converted 0,049 mm?2 to
1,5 mm?2); or

— strapded conductors/of seven strands only and 0,075 mm2 to 1,5 mm2 cross-sectional
ared|.

5.3.4 Conductor'surface finishes

Solid rgund eenductors shall be unplated or plated with tin, or silver. Stranded conductors
shall hajve strands unplated or plated with tin or silver.

5.3.5 Wire insulation

The detail product specification or the manufacturer's specification of the non-accessible ID
termination or of the connector using said non-accessible ID termination shall specify the
outside diameter of the wire that can be accommodated.

The insulation material shall be compatible with the insulation displacement process, i.e. the
insulation material shall be capable of being readily displaced by the inner edges of the
beams without cutting the conductor or conductor strands. In case of stranded conductors, the
insulation shall, in addition, be capable of keeping the strands in place so that they are not
unduly displaced when making the ID connection.

For ribbon cables, the insulation between the conductors including any additional insulation
forming the ribbon shall additionally be capable of being readily penetrated by the tips of the
beams.
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5.4 Non-accessible insulation displacement connections (ID connections)

a) The combination of wire, non-accessible ID termination and, if applicable, connection tool
shall be compatible.

b) When inserting the wire into the connection slot of the non-accessible ID termination, the
inner sides of the beams shall displace the wire insulation and deform:

— the diameter of a solid round conductor
or

— the apparent diameter of a stranded conductor (i.e. the circumscribing circle of the
bundle of strands) and, in addition, the diameter of those strands which are in contact
with the beams in order to produce a gas-tight connection.

c) The[wire shall be correcily Tocated in the connecltion sloi of the non-accessible ID
ternmination as specified by the detail product specification or the manufgqcturer's
spegification (either of the accessible ID termination or of the connecterJusing such
termination). There shall be a sufficient distance between the termination'and t{he wire
end| The minimum value of that distance depends on the wire used-and shall be as
speg¢ified by the detail product specification or the manufacturer's spegification.

d) Only one wire in one connection slot shall be used.
6 Testing

6.1 Qverview

All tests shall be carried out with non-accessible .ID{ terminations and non-accessible 1D
connectjons being in their normal operating position,-for example in their housings (e.g. the
connectpr insulating body).

Where A non-accessible ID termination is.:designed to accommodate more than ohe non-
accessible ID connection, each connectionshall be tested individually.

6.2 General

As explained in the introduction to this document, there are two test schedules which jshall be
applied faccording to the following conditions:

— non-accessible ID connéctions which conform to all the prerequisites of Clause 5 shall be
tested in accordance’ with and meet the requirements of the basic test schedule given in
8.2.

— non-accessibler ID connections which do not fully conform to all the prerequisites of
Cladse 5,for example which are made with different wire and/or termination size$ and/or
materials, Jor which are made with more than one wire in one connection slot, shall be
tested.arid meet the requirements of the full test schedule given in 8.3.

6.3 Standard conditions for testing

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard atmospheric
conditions for testing as specified in IEC 60512-1. The ambient temperature and the relative
humidity at which the measurements are made shall be stated in the test report.

In case of dispute about test results, the test shall be repeated at one of the referee
conditions of IEC 60068-1.

6.4 Preconditioning

Where specified, the connections shall be preconditioned under standard atmospheric
conditions for testing for a period of 24 h, in accordance with [IEC 60512-1.
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6.5 Recovery

Where specified, the specimen shall be allowed to stabilize under standard atmospheric
conditions for a period of 1 h to 2 h after testing in accordance with IEC 60512-1.

6.6 Specimen

A test specimen shall consist of the component having one or a specified number of
accessible ID terminations with wires connected according to manufacturer's instruction to the
connection slots of each accessible ID termination. The wires connected with a multipole
connector may be a multi-core cable or a number of single wires.

When Iluuntilly S |cqui|cd m—a—test—the D}JUL.;;IIIGIID strat—te—motunted uaillg they normal
mountinig method, unless otherwise specified.

7 Tests

7.1 General examination

The tests shall be carried out in accordance with Test 1@:) Visual examingtion of
IEC 60912-1-1 and Test 1b: Examination of dimension and mass«of IEC 60512-1-2. The visual
examingtion test may be carried out with magnification up to approximately five times.

All parts shall be examined to determine whether the _prerequisites and requirements of
Clauseg 5 to 6 have been met.

Examples for good ID connections (IDC) or negative results are shown in Annex B.

For befter visual inspection, transversalh® microsections of the accessible IDCs are
recommended. In addition more advanced non-destructive inspection methods (g.g. CT
scanning) can be used. Examples for @ood transversal microsections or negative reqults are
shown ip Annex B.

7.2 Mechanical tests
7.21 General

Axial and transversesmechanical strength of wired terminations including the applicable strain
relief features is specified by the detail product specification.

7.2.2 Bending of the cable/wire

The objecthof this test is to assess the ability of a non-accessible ID connection to wjthstand
the mechanical stress caused by bending the connected wire or ribbon cable in a specified
manner.

The test specimen shall be securely held in such a position that the wire(s) or the ribbon
cable hangs along its (their) longitudinal axis in the connection slot(s). An axial load F shall
be applied to the free end(s) of the wire(s) or ribbon cable to keep it (them) straight.

The value of this load shall be:

— 5% to 10 % of the breaking strength of the wire where single wires are to be tested;

— 10 N to 50 N where ribbon cables are to be tested. The applicable load depends on the
number of wires in the cable, the wire diameter, the type and/or material of the insulation
and shall be specified by the detail product specification. The load shall be evenly
distributed over the whole cable.
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The wire(s) or cable shall then be bent in both directions from the vertical which constitutes
one cycle. The bending angle a shall be 30°.

Other recommended bending angles for detail product specifications are 60° and 90°.

Bending of the cable/wire shall be carried out using a suitable device, for example as
indicated in Figure 6.

The number of cycles of the bending test shall be 10.

Where single wires connected with a multlpole connector are to be tested, the wire bending
teSt Shn lLbo careiad ot vaith o iy AF airac (onanimanc) nar A A ANt to b nnnnlfled by

—Be—-eafrHea—-eutwHhiaHRtHhRBero+wWHeSs (O CCTmT o) P e CoOmpP o Tt toOoT—opPT

the detgil product specification (see also 8.1). The specimens are to be tested segt@ tially or
simultarjeously as specified by the detail product specification. Q

Contact| disturbance shall be monitored during the full duration of ttﬁ/%‘endmg test in
accordalnce with Test 2e: Contact disturbance, of IEC 60512-2-5. (b
Q
©

The limit of duration of contact disturbance shall be 1 ps. C)

After tejsting, the termination(s) shall not be damaged an%\me conductor(s) shall| not be

broken.
L
O

Dimensions in npillimetres

hold device
Connector
(certainly fastens)
bend check
ribbon flat cable or
\, connected wire impulse of the movement
\ equipment (tiltable)

IEC

Figure 6 — Test arrangement, bending of the cable/wire

7.2.3 Vibration

The test shall be carried out in accordance with Test 6d: Vibration, of IEC 60512-6-4.
The test specimens shall be firmly held on a vibration table.

An example of a suitable test arrangement for testing a component containing non-accessible
ID connections is shown in Figure 7.

Contact disturbance shall be monitored during the vibration test in accordance with Test 2e:
Contact disturbance, of IEC 60512-2-5.
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The limit of duration of contact disturbance shall be 1 ys max.

Component
with

and strain

ID connections

relief features

Holding device

Free wire length
50 mm

Holding device

-

o

Wire(s) or
— Connection point / ribbon cable
for electrical
measurement
D . |
Vibration table

IEC

Figure 7 — Test arrangement, vibration

Table 1 — Vibration, preferred test severities

Range of frequency 10 Hz to 55 Hz 10 Hz to 500 Hz 10 Hz to 2 000 Hz
Crossover frequency — 57 Hz to 62.Hz 57 Hz to 64 Hz
Displac¢ment amplitude below the crossover 0,35 mm 0,35%m 1,5 mm
frequency
Acceleration amplitude above the crossover — 50 m/s? (5 g) 200 m/s? (20 g)
frequency
Directions 3 axes 3 axes 3 axes
Number of sweep cycles per direction 5 5 5

The apj
detail pt

7.2.4

The obj
withstari

Wherev
specific
specific

In the fd

ptions provided

instruction sheet,

licable test severity according to Table 1 shall be specified by the manufag
oduct specification.

Repeated connection andidisconnection, reusable non-accessible
ID terminations

bct of this test is tojassess the ability of a reusable non-accessible ID termin
d a specified number of connections and disconnections.

er the term \"specified" is used in the following, it refers to either the
in an accompanying
btion or — jn lack of this — the manufacturer's specification.

or the detail

turer or

ation to

relevant
product

llewing, all the information required to be provided for this test are duly underl

ned.

Reusable non-accessible ID connections terminations may be partly or wholly disassembled,
in @ manner as stated in the detail product specification, to facilitate this test.

A specified wire shall be inserted into a reusable non-accessible ID termination in a specified
manner. Following this, the wire shall be extracted in a specified manner. This shall be
considered to be one cycle.

The last cycle of a specified number of test cycles consists of only inserting the wire into the
termination, i.e. in any case there shall be a complete ID connection at the end of a specified
number of test cycles.

The same reusable non-accessible |ID termination shall be used for the total number of test
cycles specified.
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A new part of the wire or a new wire of the same type shall be used for each test cycle.

Where terminations are designed to accept a range of conductor sizes all cycles except the
last one shall be carried out with the maximum conductor sizes specified. The last cycle and
the final measurement shall be carried out with the minimum conductor sizes specified.

Test severities:

The conductor sizes for the last cycle and the number of cycles to be carried out shall be

specifie

7.2.5

d. Preferred values for the number of cycles are 4, 20 or 100.

—Miereseetion

The spgcimens shall be visually examined using suitable equipment the maguification of

which s

nall be 10 times, unless otherwise specified in the detail product specification.

The midro-section plane shall be correctly located, i.e. perpendicular to{the€ axis of

and ent

rely within the ID termination.

Requirements below give characteristics of acceptable connections but in al

mechan

— the {

cal, electrical and climatic tests shall be carried out:

conrjection slot, at the distance as specified by the manufacturer of the termination

— the ¢

stramded conductor, including the deformation ‘of’the diameter of those strands w

in di

rect contact with the beams, shall be identifiable;

— ther¢ shall be no visible damage to the “beams of the ID termination caused

inse

rtion tool or guiding block.

he wire

cases

olid conductor or all strands shall be located betwéen the open and closed end of the

leformation of the diameter of a solid round conductor or of the apparent diaméter of a

hich are

by the

Figure § and Figure 9 show examples of useful microsections of non-accesgible ID

connect

ons.

before pressure after correct pressure
( f@) \ fg}
O 3‘0
o ]
00

VN

IEC

Figure 8 — Non-accessible ID connection made with a stranded conductor

o e

{ > B \

IEC

Figure 9 — Non-accessible ID connection made with a solid round conductor
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NOTE In addition more advanced non-destructive inspection methods (e.g. CT scanning) can be used. The
judgement of the microsection can be very difficult and is a matter of discretion due to the wide range of
interpretation by the testing person. Examples for good transversal microsection or negative results are shown in
Clause A.3.

7.3 Electrical tests
7.3.1 General

The component detail product specification or the manufacturer's specification shall prescribe
the upper category temperature (UCT) and the lower category temperature (LCT) which shall
be used in the following tests.

NOTE 1 e e i a in a oincide with the
ULT (upper limiting temperature) and LLT (lower limiting temperature) as defined in IEC 61984 and deelgred in the
connectofl's detail product specification (IEC standard) or in the connector's manufacturer specificatian.

NOTE 2 |A typical way of providing such information is the derating diagram as defined by IEC 60542-5-2, Test 5b.

NOTE 3 |The current-carrying capacity of an ID connection can consist of a single ID termination in combination
with a centain size of conductor for which the termination is suitable. However, in case of\Use of a multiplg set of ID
terminatigns in a component like a multipole connector, the current-carrying capacity under consideration| is that of
the fully wired and continuously loaded component.

NOTE 4 |The choice of the wire (cross-sectional area, sheathing) can limit th€ current-carrying capacity| of the 1D
connectiop.

7.3.2 Contact resistance

The contact resistance test shall be carried out using{ Test 2a: Contact resistance, [millivolt
level me¢thod of IEC 60512-2-1 or Test 2b: Contact tesistance, specified test currentmethod
of IEC p0512-2-2 as specified in the detail product specification or the manuf3acturer's
specification.

When npn-accessible ID connections are.fo be tested, a suitable test arrangement ag shown
in Figure 10 shall be used.

@

Free wire length

Component with

=4 Eo— Measuring Point B
- "
D connections ." | Connection point 4 Wire(s) or
and strain - for electrical ribbon cable
relief features measurement
Meapuring Point A | =

Figure 10 — Test arrangement, contact resistance

IEC

When Test 2b of IEC 60512-2-2 is applied, the test current shall be 1 A per mm?2 of conductor
cross-sectional area. The duration of application of the test current shall be short enough to
prevent heating of the specimens.

The values for the maximum permitted initial contact resistance as shown in Table 2 do not
include any resistance caused by the additional wire length. This additional resistance shall
be subtracted from the total measured value.

The maximum permitted change in resistance is to be added to the initially measured
resistance, not to the permitted initial limit, i.e. the maximum permitted contact resistance
after conditioning is equal to the measured initial value plus the maximum permitted change
as given in Table 2.
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Table 2 — Contact resistance of non-accessible ID connections,
maximum permitted values

Maxi P Maximum change in
aximum initial .
contact re- re5|s.tance aften:
ID Conductor sistance mechanical, electrical
termination ! or climatic testing
mQ mQ
solid round plated 5 1
conductor unplated 10 1
plated
stranded plated 10 2
conductor kol a0 c
uII'JIGlC\‘I LAY J
solid round plated 10 1
conductor unplated 10 1
unplated
stranded plated 10 2
conductor unplated 10 5
7.3.3 Electrical load and temperature
The tesf shall be carried out in accordance with Test 9b: Eléctrical load and temperature, of
IEC 605912-9-2. The following details shall apply:
— max|mum operating temperature: +100 °C (UCT)
— test duration: 1000 h
Test cufrent shall be as specified in the(detail product specification or the manufacturer's
specification.
7.4  Climatic tests
7.41 General
The detpil product specification or the manufacturer's specification shall prescribe thie upper
category temperature (UCT) and the lower category temperature (LCT) which shall be[used in
the follgwing tests.
7.4.2 Rapid.change of temperature
The tes}t .shall be carried out in accordance with Test 11d: Rapid change of temperature, of
IEC 60 12114 Tha followina dataile chall annihy
12-44-4 The following-detailsshal apphy
— low temperature: Th -55 °C (LCT)
— high temperature: Tg +100 °C (UCT)
— duration of exposure: 14 30 min
— number of cycles: 5
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7.4.3 Climatic sequence

The test shall be carried out in accordance with Test 11a: Climatic sequence, of
IEC 60512-11-1. The following details shall apply:

- dry heat: IEC 60512-11-9, Tests 11i
test temperature: +100 °C (UCT)

- damp heat, cyclic: IEC 60512-11-12, Test 11m
test temperature: +55 °C
number of cycles: 6
variant: 2

- cold: IEC 60512-11-10, Test 11]j
test temperature: -55 °C (LCT)

7.4.4 Flowing mixed gas, corrosion test

The tes{ shall be carried out in accordance with Test 11g: Flowing/mixed gas corrosioh test of
IEC 60912-11-7.

The follpwing details shall apply:

Method: 1
Duration of exposure: 10 days

NOTIE This test is a method with two mixed gases.

congentration SO,: (500.#.100) 10~9(vol/vol)
congentration H,S: (100" £ 20) 1079 (vol/vol)
temperature: (25 + 1) °C
relalive humidity: (752 3) %

7.4.5 Damp heat, cyclic

The test shall be “\carried out in accordance with Test 11m: Damp heat, cyclic, of
IEC 605912-11-12The following details shall apply:

test temperature: +55 °C
numpgtr-of cycles: 6
variant: 2

8 Test schedules

8.1 General
8.1.1 Overview

Prior to testing, specimens shall be made. Each specimen shall consist of an ID termination
with one wire inserted in one connection slot.
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8.1.2 ID connections with terminations suitable for a range of wire diameters

When ID connections with terminations designed to be suitable for a range of wire diameters
are to be tested the tests shall be carried out:

a) with the number of specimens specified in Table 3 made with wires having the minimum

conductor diameter within the range;

and add

itionally,

b) with the number of specimens specified in Table 3 made with wires having the maximum
conductor diameter within the range.

8.1.3 Multipotecommectors
When multipole connectors are to be tested the required number of\ spg&cimens
(ID connections) shall be evenly distributed over several components:

Before the specimens are prepared, it shall be verified that:

a) correct terminations and wires are used;

b) the
c) the
d) the

ool works correctly;

correct wire insertion tool is used;

Table 3 — Number of speciméns required

bperator is able to produce ID connections which comply with the prerequisites

of 5.3.

Non-reusable terminations Reusable termination5|
Test For one For a rage«of wire For one For a rage off wire
schedule | Subclause wire diameters wire diameter|
diameter diameter I\:l
only Maximum Minimum only Maximum inimum
) 8.2.3.1 20 and 2 20iand 2 20 and 2 20 and 2 20 and 2 40 and 2
Basic tes (optional)?@ (optional)? (optional)?@ (optional)? (optional)?@ (dptional)?
schedule,| b
8.2 2%and?2 b : c
8.2.3.2 (optional)® 2 ® and 2 (optipnal)
8.3.3.1.2 2 (optienal)® | 2 (optional)® | 2 (optional)® | 2 (optional)® | 2 (optional)? | 2 (pptional)?
8.3.3.1.3 20 20 20 20 20 20
Fulltest] | 3314 20 20 20 20 20 20
schedule,|
8.3 8.3.3.45 20 20 20 20 20 20
8.8:3:2 40 and 2 40 and 2
(optional)® (optional)(®
a8 for migroséction.

b for repeated connection (with the same termination, see 7.2.4).

¢ for repeated connection (with the same termination, see 7.2.4) and microsection.

8.2

8.2.1

General

Basic test schedule

Where the basic test schedule is applicable (see 6.2), the number of specimens specified in
Table 3 shall be prepared and subjected to the initial examination according to 8.2.2.

Where non-accessible ID connections with reusable or non-reusable terminations are to be
tested, the required 20 (or 22) specimens shall be subjected to the tests according to 8.2.3.1.
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Where reusable or non-reusable terminations suitable for a range of wire diameters are to be
tested, both required groups (see 8.1 and Table 3) with 20 (or 22) specimens each shall be
subjected to the test according to 8.2.3.1.

Where ID connections with reusable terminations are to be tested, the required 2 (or 4)
specimens shall be subjected to the additional tests according to 8.2.3.2.

8.2.2

Initial examination

All specimens shall be subjected to visual examination using Test 1a of IEC 60512-1-1 to

ensure that the applicable prerequisites of 5.3 have been met.

8.2.3
8.2.3.1

For tes
requireg

After ini
subjectd

Testing of non-accessible ID connections

Testing of non-accessible ID connections with reusable or non-reusable

terminations

ing non-reusable ID terminations, 20 specimens and 2 specimens (optiopal) are
and, additionally, if terminations suitable for a range of wire.-diameters ane to be
tested, an additional 20 specimens and 2 specimens (optional) are required.

fial examination (see 8.2.2) 20 specimens or 2 x 20 specimens, as applicable, |[shall be

d to the following tests as listed in Table 4.

Table 4 — Qualification test schedule’ — Test group 1

Test Measurement to be performed
Test Severity or Part of
phase Title Part of IEC 60512 | condition of Title IEC 60512 Requijrements
test
P11 Contact IEC 60512-2-1 or 71.3.2
’ resistance IEC 60512-2-2 Tgble 2
— 7.2.2 Duration of
P12 Bendln_g of _Contact IEC 60512-2-5 _ccntact
the wire 10 cycles disturbance distyrbance
1 ds max
7.4.2
LCT -55 °C
Rapid UCT +100 °C
P1.3 change of IEC 60512-11-4 . —
temperatire Duration of
exposure:
30 min
5 cycles
7.4.5
Temperature
p1.4 | Dampheat | \ecg0512.91-12 +55 °C —
cyclic
6 cycles
Variant 2
P15 Contact IEC 60512-2-1 or 7.3.2
' resistance IEC 60512-2-2 Table 2

After initial examination (see 8.2.2) the remaining optional 2 specimens, or 2 x 2 specimens,
as applicable, may be subjected to the following tests as listed in Table 5.
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Table 5 — Qualification test schedule — Test group 2

Test Measurement to be performed
Test
phase . Part of Severity or condition . Part of .
Title IEC 60512 of test Title | |gc o512 | Reauirements
P2 Microsection — 7.2.5 7.2.5
8.2.3.2 Additional testing of non-accessible ID connections with reusable

terminations

For testing reusable ID terminations additionally 2 specimens and 2 specimens (optional) are

required.

8.2.3.3 2 specimens

After inifial examination (see 8.2.2), the specimens may be subjected to the following

listed in|Table 6.

Table 6 — Qualification test schedule — Test group 3

tests as

Test Measurement to be performeld
Test ;
Severity or
phase . Part of o . Part of .
Title IEC 60512 con(:;t:t)n of Title IEC 60512 Reqyirements
IEC 60512-2-1
P3.1 o rec;(i)srlt;:cte or T;b?ié22
IEC 60512-2-2
Repeated
P3.2 connection and — 2.4
disconnection
Contact IEC 60512-2-1 3 0
P3.3 : or "
resistance IEC 60512-2-2 Thble 2
8.2.3.4 2 specimens/(optional)
After inifial examination-(see 8.2.2), the specimens may be subjected to the following ftests as

listed in|Table 7.

Table 7 — Qualification test schedule — Test group 4

Test Measurement to be performed
Test
phase . Part of Severity or . Part of .
Title IEC 60512 | condition of test | 1'1® | |EC 60512 | Redauirements
P41 Repeatgd connegtlon . 704
and disconnection
P4.2 Microsection — 7.2.5 7.2.5
8.3  Full test schedule

8.3.1 General

NOTE Generally the full test schedule is carried out in accordance with this document including the test severities

given herein.

Where an ID connection is an integral part of a component, for example a connector, the test severities given by

the relevant detail product specification can be applied.
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Where the full test schedule is necessary (see 6.2), the required number of specimens
specified in Table 3 shall be prepared and subjected to the initial examination according to

8.3.2.

Where non-accessible ID connections with reusable or non-reusable terminations are to be
tested, the required 62 specimens shall be subjected to the tests according to 8.3.3.1.2,
8.3.3.1.3, 8.3.3.1.4 and 8.3.3.1.5 (test groups A, B, C and D).

Where reusable or non-reusable terminations suitable for a range of wire diameters are to be
tested, both required groups (see 8.1 and Table 3) with 62 specimens each shall be subjected
to the tests according to 8.3.3.1.2, 8.3.3.1.3, 8.3.3.1.4 and 8.3.3.1.5 (test groups A, B, C and

D).

Where
required

8.3.2

All spec

8.3.3
8.3.3.1

8.3.3.1.

For tes
requireg

non-accessible ID connections with reusable terminations are to be- test
42 specimens shall be subjected to the additional tests according to 8.3,3.2.

Initial examination

imens shall be subjected to visual examination using Test 1afJEC 60512-1-1|.

Testing of non-accessible ID connections

Testing of non-accessible ID connections with reusable or non-reusab
terminations

( General

ed, the

fing non-reusable ID terminations, 60 specimens and 2 specimens (optionpal) are

and, additionally, if terminations suitable for a range of wire diameters an

tested, an additional 60 specimens and 2 sp&cimens (optional) are required.

After injtial examination (see 8.3.2),.the specimens shall be subjected to the followi

accordir

8.3.3.1.

2 specin

2 x2sp

g to the test groups A, B, Cjand D.

p Test group A, optional

hens, or

e to be

ng tests

ecimens, as.applicable, shall be subjected to the following tests as listed in Table 8.

Table 8 — Qualification test schedule — Test group A

Test Measurement to be performed
Test T
Severity or
phase . Part of e . Part of .
Title IEC 60512 cont:;t;c:n of Title IEC 60512 Requirement
AP1 Microsection — 7.2.5 7.2.5

8.3.3.1.3 Test group B

20 spec

imens, or

2 x 20 specimens, as applicable, shall be subjected to the following tests as listed in Table 9:
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Test Measurement to be performed
Test Severity
phase . Part of or . Part of .
Title IEC 60512 condition Title IEC 60512 Requirements
of test
Contact IEC 60512-2-1 7.3.2
BP1 resistance or Table 2
IEC 60512-2-2
7.2.2 Duration of
BP2 Bendmg of the . .Contact IEC 60512-2-5 ‘ contact
wire 10 cveles disturbance disturbance 1 ps
mpx.
7.3.3
Max.
Electrical load operating
BP3 and IEC 60512-9-2 temp. +
temperature +100 °C
Duration
1000 h
Contact &) 60512-2-1 7.p.2
BP4 resistance or Talle 2
IEC 60512-2-2
8.3.3.1.4 Test group C
20 specjmens, or
2 x 20 [specimens, as applicable, shall -be subjected to the following tests ap listed
in Tablg 10:
Table 10 — Qualification test schedule — Test group C
Test Measurement to be performed
Test Severity or Part of
phase Title Part 6f IEC 60512 | condition of Title IEC 60512 Requirements
test
Contact IEC 60512-2-1 7.3.2
CP1 resistance or Table 2
IEC 60512-2-2
Duration of
cP2 Vibration IEC 60512-6-4 7.2.3 Contact | e go5qp.0.5 | cqntact
disturbance disturbpnce 1 ys
max
7.4.2
LCT -55 °C
Rapid change UCT + 100 °C
CP3 of IEC 60512-11-4 . —
temperature Duration of
exposure
30 min
5 cycles
CP4 Climatic IEC 60512-11-1 7.4.3 —
sequence
7.4.3
CP4.1 Dry heat IEC 60512-11-9 —
UCT + 100 °C
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Test Measurement to be performed
Test Severity or Part of
phase Title Part of IEC 60512 | condition of Title IEC 60512 Requirements
test 5
7.4.3
Damp heat, UCT + 55 °C
CP4.2 cyclic, 1st IEC 60512-11-12 —
cycle 1 Cycle
Variant 2
7.4.3
CP4.3 Cold IEC 60512-11-9 —
LCT -55 °C
7.4.3
Damp heat, UCT + 55 °C
CP4.4 eyclic, IEC 60512-11-12 —
remaining 5 Cycles
cycles
Variant 2
Contact IEC 6051.2-2-1 7A3.2
CPS resistance J Table 2
IEC\60512-2-2
8.3.3.1.p Test group D
20 specjmens, or
2 x 20 ppecimens, as applicable, shall be subjeeted to the following tests as ljsted in
Table 1
Table 11 — Qualification test schedule — Test group D
Test Measurement to be performeld
Test
phase . Part of Severity or condition . Part of 1
Title IEC 60512 of test Title IEC 60512 | Requifements
Contact IEC 60512-2-1 7]3.2
DP1 resistance or Taple 2
IEC 60512-2-2
7.4.4
Method 1
concentration SO,:
(500 + 100)
Flowing 10~9(vol/vol)
mixed concentration H,S
DP2 gas IEC 60512-11-7 29 ‘ —
corrosion (100 = 20) 107%(vol/vol)
test temperature:(25 + 1) °C
relative humidity:
(75+3) %
duration of exposure:
10 days
Contact IEC 60512-2-1 7392
DP3 resistance or Table 2
IEC 60512-2-2
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For testing reusable ID terminations additionally 40 specimens and 2 specimens (optional) are
required.

After initial examination (see 8.3.2), all specimens shall be subjected to the following test as

listed in

Table 12:

Table 12 — Qualification test schedule — Test group E

Test

Test

Measurement to be performed

phase

Part of

Title IEC 60512

Severity or condition of
test

Part of

Title | |Ec 60512

Reqy

irements

EP1

Repeated
connection and —
disconnection

7.2.4

as specified in the detail
product specification or the
manufacturer's specification

When t
accordir

The rem
The firs
The sec

84 F

For quid
a simpli

g to 8.3.3.1.2, test group A.

ow charts

aining 40 specimens shall be split into 2 groups-with 20 specimens each.

bst phase EP1 has been carried out, 2 specimens mdy be subjected to

group shall then be subjected to the testsfaccording to 8.3.3.1.4, test group C|.

ond group shall then be subjected to the'tests according to 8.3.3.1.5, test grou

k orientation, the test schedules detailed in 8.2 and 8.3 are repeated as flow ¢
fied manner in Figure 11:and Figure 12, respectively.

the test

harts in
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Examination of parts

General examination of ID terminations and wires 71
20 or 22 sets of parts for non-reusable or reusable ID terminations

grx (20 or 22) sets of parts for non-reusable or reusable ID terminations suitable
for a wire range

additionally

2 or 4 sets of parts for reusable ID terminations.

— Visual examination IEC 60512-1-1
— Examination of dimensions and mass IEC 60512-1-2
Preparation of specimens

Initial examination of ID connections

20 or 22 specimens for non-reusable or reusable ID terminations

or

2 x (20 or 22) specimens for non-reusable or reusable ID terminations suitable

for a wire range add 2 or 4 specimens for reusable ID terminations

— Visual examination IEC 60512-1-1

Testing
Non-reusable or reusable Reusable ID terminations
ID terminations additionally
20 spgcimens or for a 20 'specimens or for a 2 speciments
wire|range 2 x 20 Wire range 2 x 20 2 specimens p
; . ; (optional tegt)
dpecimens specimens (optional test)
— Contdct resistance — Microsections — Contact resistance — Repeated conngction
IEC 60%12-2-1%=2-2 725 IEC 60512-2-1/-2-2 and disconnectio
724
- Bend1ng df the wire — Repeated connection
722 re-disconnestion Miet tohs
724 725

— Rapid change of
temperature — Contact resistance
IEC 60512-11-4 IEC 60512-2-1/-2-2
— Damp heat, cyclic
IEC 60512-11-12

— Contact resistance
IEC 60512-2-1/-2-2

IEC

Figure 11 — Basic test schedule (see 8.2)
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Examination of parts

General examination of ID terminations and wires 71
60 or 62 sets of parts for non-reusable or reusable ID terminations

2 x (60 or 62) sets of parts for non-reusable or reusable ID terminations
suitable for a wire range

Additionally

40 or 42 sets of parts for reusable ID terminations

IEC 60512-1-1
IEC 60512-1-2

— Visual examination
— Examination of dimensions and mass

Preparation of specimens

Initial examination of ID connections 8.2.2
62 specimens for non-reusable or reusable ID termination

2 x (60 or 62) specimens for non-reusable or reusable ID terminations suitable
for a wire range

Additionally

40 or 42 specimens for reusable ID terminations

— Visual examination IEC 60542-1-1

|

Testing

Non-reusable or reusable

ID terminations

Reusable ID terminations
— Repeated connection and
disconnection

a) Twice the number of specimens for a wire range

Figure 12 — Full test schedule (see 8.3)

7.2.4
[ T
[ I [ | [ |
2 specimens 20 specimens 20 specimens | 120 specimens
or2x2 or2x2 or2x2 or2x2 2 specimens || o0 specimens | | 20 spefimens
specimefs specimens specimens specimens (optional test)?®
(optional| test)?
I I | I I I
Group A Group B Group C Group D Group A Group C Gropip D
— Microsectjons — Contact resistance.f \{=>Contact resistance | |- Contact resistance | |- Microsections — Contact resistance | | — Contact fesistance
725 IEC 60512-2-1/-2-2 IEC 60512-2-1 IEC 60512-2-1 725 |IEC 60512-2-1 IEC 60512{2-1
— Vibration plus — Vibration and
— Bending of the.wire| |contact disturbance — Flowing mixed gas contact disturbance — Flowing rhixed gas
722 IEC 60512-6-4 corrosion test IEC 60512-6-4 corrosion tgst
and -2-5 |IEC 60512-11-7 and -2-5 IEC 60512411-7
— Electrictoad and — Rapid change of 744 — Rapid change of 744
tempeyature temperature temperature
[EC-60512-9-2 IEC 60512-11-4 — Contact resistance IEC 60512-11-4 — Contact flesistance
— Climatic sequence | |IEC 60512-2-1 — Climatic sequence | | IEC 60512}2-1
— Contact resistance IEC 60512-11-1 IEC 60512-11-1
IEC 60512-2-1/-2-2
Dry heat Dry heat
Damp heat Damp heat
IEC 60512-11-12 IEC 60512-11-12
1st cycle 1st cycle
Cold Cold
IEC 60512-11-10 IEC 60512-11-10
Damp heat Damp heat
IEC 60512-11-12 IEC 60512-11-12
Remaining cycles Remaining cycles
— Contact resistance — Contact resistance
IEC 60512-2-1 IEC 60512-2-1
IEC
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Annex A
(informative)

Practical guidance

A.1 General information on non-accessible ID connections

A.11

General

This practical guidance applies to non-accessible ID connections made with solid or stranded
copper conductors, either unplated or plated, produced either without tools or by tools (e.g.

wire insprtion tool, manual or power-operated), according to the non-accessible ID termination

manufagturer's instructions.

Conduc
regardin
agreed
sheathir

ors made of other materials (aluminium, steel, etc.) often require’ spec
g the non-accessible ID terminations and the required tools, if any, which sh
with the manufacturer. Similar care should be taken when+using spec
gs (by thickness or hardness due to their nature and compositien).

al care
ould be
al wire

ID cngection technology has been successfully established for decafes in

telecom
appliang
to the in
cover a

A.1.2

A non-¢

designed — electrical connection of one conductor with a non-accessible ID terminaf
part of an electric contact of any shape. Good electrical connection is achieved by
atching of ID termination design, particularly its precisely controlled slot, pnd the

may be
exact m

conductpr's cross-sectional area (ihlease of stranded conductors) or the conductor's g

(in case
slot ang

stranded wire, to produce a‘gas-tight connection.

The adv
— no 1
strip

— tool4
inclu

unication and information technology, automative applications, hoj

large range of wire diameters and to penetrate*various conductor insulation tyy

Advantages of non-accessible ID connections

ccessible connection made by ID technique is a releasable — and reusab

of solid conductors) by displacement of its insulation operated by the sides
through pressure deformation of the conductor of a solid wire or the strarn

antages are as.follows:

eed for_wire preparation, i.e. no need for stripping the wire, thus no negq
ping tool,_with considerable time saving;

ded/in the terminal as an actuator or closing cover;

usehold

es. Growth of industrial application is due to the improvements that over the ygars led
troduction of ID terminations (contacts) able to _aceept both rigid and flexible Wires, to

es.

e, if so
ion that

iameter
of said
ds of a

d for a

less, except for designs requiring a wire insertion tool, which is however often

— considerable time saving for multiple wires, as the design may be arranged to operate
multiple ID connections at the same time;

— efficient processing of connections at each production level;

— possibility to reuse the ID terminations, if so designed,;

— processing by fully-automatic or semi-automatic machines, or with hand-operated tools,
where specified by the non-accessible ID terminations' manufacturer;

— being a solderless technology, no cold-soldered joints;

— gas-tight, thus corrosion-proof, stable connections;

—  high

vibration and shock resistance;

— no degradation of the spring characteristic of female contacts by the soldering
temperature;

— noh

ealth risk from heavy metal and flux steam;
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— no burnt, discoloured and overheated wire insulation;

— preservation of conductor flexibility behind the ID connection;

— good connections with reproducible electrical and mechanical performances;
— easy production control;

— easier, energy and environmental conscious dismantling at the end of life, than for solder
connections or, for example, crimped connections.

A.2 Current-carrying capacity considerations

The current-carrying capacity of a non-accessible ID connection is determined by the lowest
value gmong the current=carrying capacity of the connected—wire and that—of] the ID
termination.

It should be taken into account that the current-carrying capacity of a non-accespible ID
connectjon can be influenced by:

— ambjent temperature;

contpct material,

— surface finish of the contact/termination;

— crosp-sectional area of the conductor;

— surface finish of the conductor;

— numbper of positions in a multipole connector with.non-accessible ID terminations;
— pitch (spacing) of a multipole connector.

A.3 Tool information

A.3.1 Wire insertion tool

For several components a wire_insertion tool is required to establish a non-accesgible ID
connectjon. The tool should be-able to support the wire on both sides of the connectjon slot,
i.e. on Poth sides of the ID termination, during the wire insertion process. The tool should also
pro- vid¢ for a correct location of the wire in the connection slot, for example, the corredt depth.
This mgy be ensured by arrangement of a depth stop. Any damage to the ID termination
and/or tp the wire shalllbe avoided.

There dre specijal<hand tools in use for establishing single ID connections, for example, for
wiring operations-at line distributors.

A.3.2 Wire extraction tool

If it is necessary to pull out or to remove an inserted wire in a non-accessible ID connection, it
is recommended to use a wire extraction tool having a forked end for easy and safe removal
of the wire without any danger of damaging the ID termination, for example, the connection
slot or the beams.

A.3.3 Combination tool

There are hand-operated combination tools in use, for example, for wiring operations at line
distributors and for similar applications which enable the operator to carry out all necessary
wiring steps with one tool, i.e. inserting of the wire, cutting it to the correct length and
extracting it.
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A.4 Termination information

A.4.1 General

The following information is based on industrial experience.

A.4.2 Design features

The design of the ID termination should be such — material characteristics duly taken into
account — that:

— the beams are capable of exerting the necessary force;

— resiljence should be achieved by design of the ID termination;

— the §lot edges of the beams are capable of readily displacing the wire insulation and of
maintaining a force between beams and conductor/strands sufficient to.'maintajn good
elecfrical contact;

— the ¢onnection slot should have a lead-in for the wire.
A.4.3 Materials

All matgrials are subject to stress relaxation depending on time,t€émperature and stress.

The termination material and design should be such that the force maintaining the copnection
will not| decrease with time to a degree where the-connection suffers an unacgeptable
increase in resistance.

A.4.4 Surface finishes
The plalltring materials specified in 5.2.3 are\normally used. Unplated terminations pr other

plating materials may be used, provided their suitability has been proven. In this case| the full
test schedule according to 8.3 shall be applied (see 6.2).

A.5 \Wire information

A.5.1 Type

Stranded wires others_than those described in 5.2, for example, wires with a number of
strands [other than seven, may be used. In this case, the full test schedule according to 8.3
should he appliedi(see 6.2).

A.5.2 Dimensions

Conducter-diameters—or6ross
provided they are within the scope of
schedule according to 8.3

ver-6-22may-be used
is case, the full test

A.5.3 Surface finishes

Solid round conductors unplated or plated and stranded conductors plated as given in 5.2.3
are normally used. Other finishes may be used, provided their suitability has been proven. In
this case, the full test schedule according to 8.3 shall be applied (see 6.2).

The surface finish should be smooth and uniform.

A.5.4 Insulation

The maximum diameter of the wire insulation should be specified by the detail product
specification or the manufacturer's specification.
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The insulation material should be compatible with the requirements of this document.

A.5.5 Ribbon cable
A guiding block may be used, for example, when ribbon cables are to be connected, which

inserts the individual wires into the appropriate connection slots and latches itself to the
termination housing.

Any adverse influence on quality and reliability of the ID connection due to a ribbon cable
and/or its termination process should be avoided. Such influences may be caused by

— tolerances on pitch that are too large;

— tolerfances on thickness of wire insulation that are too large;
— eccqntricity of the solid round conductor or of the bundle of strands.

A.6 Connection information

A.6.1 General

The ID gonnection shall be in accordance with the relevant detail ‘product specification or the
manufagturer's specification. Generally, a non-accessible ID.cennhection includes prptection
from external strains on, or movement of, the conductor.(This may be achieved|by any
suitable|means, for example, a guiding block or other straificrelief features.

There dre different types of ID terminations in usexfor non-accessible ID connectipns, for
examplg, terminations designed:

— to agcept a single ID connection;

— to ag¢cept two or more ID connections.
The wirg insulation on both sides of theytermination (before and behind the beams) shpuld not

be damaged and the conductor.should not be visible between the insulation and the
termination.

The wirg shall be in a correc¢t position in the connection slot, i.e.

— the ¢onductor shall’be-located in the connection slot in such a way that the resilient effect
on the beams is not-hampered;

— in itg longitudinal axis, the wire shall have a sufficient distance between the ID terrl?ination
and jthe wire.end. This end tail is mainly of importance when using a stranded wife in an
ID cpnnection since the insulation of the end tail should maintain the wire bundle.

The inner'sides of the beams should have deformed

— the diameter of a solid round conductor; or

— the apparent diameter of a stranded conductor and the diameter of those strands which
are in direct contact with the beams.

No particles of insulation should be between the deformed part of the conductor or strands,
respectively, and the inner sides of the beams.

Where the termination is to be used more than once, the reusable type of termination should
be used. It is necessary to use a new part of the wire or a new wire for each new connection.

In order to minimize electrolytic corrosion effects, care should be taken when selecting the
materials for conductor and termination in order to ensure that they are as close as
practicable in the electrochemical series of metals.
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ID connections made with more than one wire in one connection slot

Normally, ID connections are made with one wire in one connection slot only.

There are designs for more than one wire per slot.

Where ID connections are made with more than one wire in one connection slot, the
manufacturer's instructions should give the following details:

— compatibility of the ID termination, the connection slot, the wires to be inserted and the
insertion tool;

- type

of wires;

— diani

eter of cross-section of wire;

— inseftion process.

In thosd

specification.

The ID
non-acg
in Figur

e A1,

cases when more than one wire in one connection slot is inserted,”the me
and electrical tests shall be carried out with each inserted wire in_accordance
requirements of that wire type. The test severities should be givem~by the detail

termination may be of the reusable or the non-retsable type. Exam
essible ID connections made with two wires in one connection slot are

/

Position-detail

IDC - flank

bigger wire

smaller wire

IDC - contact

chanical
vith the

product

ples of
shown

IEC

Figure A.1 — Example of a non-accessible ID connection with two conductors with
different cross-sections in one connection slot; wires with stranded conductors
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Annex B
(informative)

Application examples

B.1 ID connections

B.1.1 ID connections which can be examined by destructive inspection only

Figure B.1 shows sections or sides of ID connections with closed housing design. The
housing has been opened or cut for examination.

’\aQorrect orientation of ribbon cable and IDCs
O
o

@ . Conductor strands exposed showipg

deformation on both sides
All gonductor strands g)
shduld be below the -in /\ /\ /\

Termination beams symmetrical between adjacent conductors

IEC

Figure B.1 — Examples of correct ID connections with closed housing design,
opened or visible by microsectioning
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B.1.2 ID connections which can be examined by non-destructive inspection

Figure B.2 shows parts of the connector housings which ensure correct ID connections
(as examples).

The end of the ribbon cable should be even with the
cover or protrude slightly (it should not be inside)

Np distance between
the guiding blocked and
tHe wire / ribbon cable

Cover locking hatches
shall be engaged on

Cover latches must both sides

be against housing

\?@ EC

Figure B.2a‘—®$ction of the latches

4\

The cable stop
should cover
the end of the
ribbon cable

Wire / ribbon cable visible
through the inspection hole

IEC

Figure B.2b — Function of the cable stop
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Q
Strain-relief locking (A/Q(l/

latches should engag
locking tabs (both es)

\(o
$o)
>

Figure B.2c — Function of the cable suppo C)

Loop radius should be large
enough to allow space
between cable and housing

IEC

Figure|B.2 — Parts of connector housings to ensure corr%(\D connections (examples)

N

B.2 General additional information about ID Qlections as part of a
multi-pole connector N\
p N

B.2.1 Mounting and bending of wire bun@g’lcables with contacts having ID
connections $

Wire bundles/cables with ID contacts in\ﬁ%ltipole connectors should not stress the ¢ontacts
inside the connector by their own weight, due to the existing danger of inclinatiop of the
contactg in the mating area of the ‘connector. This could be the reason for contact damaging
during mating of both connect%}l\@rves. Therefore the connector (especially for discrete wire
ID conngctions) should have a'strain relief or cable clamp and the wire bundles/cables should
be mounted as shown in Fi@{Fe B.3.

OO

Htrain —16@.
\(</C)

Cable tie

T Wire
bundle

Mounting clamp

IEC

Figure B.3 — Mounting of wire bundles/cables with contacts having ID connections
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If wire bundles/cables with ID contacts have to be bent directly at the termination side of the
connectors no mechanical stress effects should take place in the transverse direction to the

engaged contacts or existing sealings.

Figure B.4 shows a correct bending and bundling of wires with ID contacts.

Cable tie

IEC

Figure B.4 — Bending of wire bundles of connéctors

B.2.2 Mating and unmating of multipole connectors with'ID contacts

To avoifl stresses to the inserted contacts, the connectors should be mated and unmated in
straight| axial direction without pushing or pulling the wire bundles/cables. See Figure B.5.

-— -
/
- e

Correct mating and unmating Wrong mating and unmating

Figure'B.5 — Mating and unmating of multipole connectors

B.3 Examples for good transversal microsection or negative results
(lsee Figure B.6)

Good Good Good Defect Defect
IEC

Figure B.6 — IDC: transversal microsection
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B.4 Final remarks

Attention should be paid to the manufacturer's documentation (detail, product, application
specifications, instruction sheets, etc.) which should include information about durability,
contact retention force, current rating, maximum temperature, wire insertion tools, etc.
Usually, this information is available on request from the contact/connector manufacturer.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 4: Connexions autodénudantes (CAD) non accessibles —

Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique
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électriques, du comité d'études 48 de I'lEC: Connecteurs électriques et structures mécaniques
pour les équipements électriques et électroniques.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1994, et son
Amendement 1 (2000). La présente édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
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b) les figures ont été retravaillées pour plus de clarté.


https://iecnorm.com/api/?name=256f336c0105bbfe92a2b796a4769145

Le texte

- 48 — IEC 60352-4:2020 © |IEC 2020

de cette Norme internationale est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
48B/2804/FDIS 48B/2820/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60352, publiées sous le titre général Connexions

sans So

Le comi
indiqué
docume
e reco

e Supf

/dure, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

é a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de

e remplacé par une édition révisée, ou

e ame

hdé.

stabilité

sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les donnges relafives au
t recherché. A cette date, le document sera

nfirmeé,

rime,



https://iecnorm.com/api/?name=256f336c0105bbfe92a2b796a4769145

IEC 603

52-4:2020 © IEC 2020 - 49 —

INTRODUCTION

Les deux parties suivantes de I'lEC 60352 concernant les connexions autodénudantes sans

soudure

sont disponibles:

— Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles — Régles générales, méthodes d'essai et
guide pratique;

— Partie 4: Connexions autodénudantes non accessibles — Reégles générales, méthodes
d'essai et guide pratique.

NOTE Dans le présent document, I'expression "connexion autodénudante" est abrégée en "CAD", par exemple

"connexio

n CAD", "contact CAD".

La Figy
accessi

La Parti
dans I'A

Deux pr

— unp
ato
appl

- unp
pas
cellg
pas

Ce syst
de base
les conrl

La conf
spécifié
appropr
- lecd
- le fil

— lesd

Le guide pratique fourni a I'"Annexe A (informative) fait office de lignes directric

I'exécut

re 1 illustre des exemples de connexions autodénudantes accessibles
bles qui clarifient la différence entre elles.

e 4 inclut les exigences et les essais applicables (normatifs), ainsi qu'un guide
nnexe A (informative), pour les connexions CAD non accessibles:

pgrammes d'essais sont proposés:

rogramme d'essais de base qui s'applique aux connexjons“autodénudantes co
ites les conditions préalables de I'Article 5. |l est tiré-de I'expérience acquise
cations menées a bien sur de telles connexions;

rogramme d'essais complet qui s'applique aux connexions autodénudantes qui
totalement conformes a toutes les conditions:préalables de I'Article 5, par ex
s dont la fabrication utilise des matieres ou~des traitements de surface n'app
A |'Article 5.

bme permet un contréle optimisé ensecodt et temps en utilisant le programme
réduit pour les connexions éprouvées et un programme d'essais complet éten
exions nécessitant une vérification compléte des performances.

brmité de la connexion CAD non accessible implique que les exigences et le
5 s'appliquent a tous les jfacteurs impliqués dans la production d'une connexi
ée, a savoir:

ntact CAD, quipeut faire partie d'un connecteur monobroche ou multicontact;
(ou la gamme de fils) pour lequel le contact est approprié;

on exigée. L'attention est attirée sur le fait que certaines branches de I'indus

utils (le cas-eéchéant) exigés pour produire ce type de connexion sans soudurg.

et non

bratique

nformes
sur des

ne sont
emple a
artenant

d'essais
du pour

5 essais
on CAD

BS  pour
trie (par

écution

exempld

avtomabile aémqpafialp nucléaire milimirp) peuvent avoir des narmes d'e

et/ou des exigences de qualité spécifiques, qui sortent du domaine d'application du présent

docume

nt.
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Figure 1 — Exemple de connexions autodénudantes accessibles et non accessjbles

IEC

L'IEC Guide 109 met en évidence le besoin de réduire l'incidence dWwn produit sur
I'environnement naturel tout au long du cycle de vie du produit.

Il est eptendu que quelques-unes des matiéres admises dans le présent document peuvent
avoir un| effet négatif sur I'environnement.

Dés que les progrés technologiques conduisent a des alternatives acceptables ppur ces
matiéresg, celles-ci sont éliminées du présent document.
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CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 4: Connexions autodénudantes (CAD) non accessibles —

Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 60352 s'applique aux connexions CAD non accessibles pour

lesquell
compos

— contpcts CAD de conception appropriée;
— fils § conducteurs cylindriques massifs de diameétre nominal 0,25 mm a‘3,6 mm;

— fils § conducteurs divisés de section 0,05 mm?2 & 10 mm?;

pour l'ufilisation dans les équipements et composants électriques, €t ¢lectroniques.

Des infd

en plus

conditions d'environnement prescrites.

Il'y a différentes conceptions et matiéres utilisées pour les contacts CAD. C'est pourq

les par
perform

Le prés

— détefminer la conformité des.connexions CAD non accessibles dans des co

mecC

— four

2 Réflérences normatives

Les doc
exigenc

Pour leg références non datées, la derniére édition du document de référence s'app

compris

bs les essais et les mesures conformes aux Articles 6 a 8 sont appropriés gt
Bes de:

des méthodes d'essai pour assurer des connexions €lectriquement stables ¢

ameétres fondamentaux du contact sont’ spécifiés, tandis que les exigeng
hnces du fil et de la connexion terminée sont définies dans tous les détails.

bnt document a pour objet de:

Bniques, électriques et atmosphériques spécifiées;

bs duprésent document. Pour les références datées, seule I'édition citée s’a

les. éventuels amendements).

qui sont

rmations sur les matiéres et des résultats dus a I'expérience industrielle y sont inclus

ans les

oi seuls
es des

nditions

hir un moyen de comparaison des résultats d'essai quand les outils utilisés pour faire
les gonnexions, le cas éghéant, sont de conceptions ou de fabrications différentes.

Lments suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contet)nu, des

plique.
lique (y

IEC 60050-581, Vocabulaire Electrotechnique International — Partie 581: Composants
électromécaniques pour équipements électroniques

IEC 60068-1, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et lignes directrices

IEC 60228, Ames des cébles isolés

IEC 60512-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 1:
Spécification générique

IEC 60512-1-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 1-1:
Examen général — Essai 1a: Examen visuel
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IEC 60512-2-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 2-1:
Essais de continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2a: Résistance de contact

— Métho

de du niveau des millivolts

IEC 60512-2-2, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 2-2:
Essais de continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2b: Résistance de contact

— Métho

de du courant d'essai spécifié

IEC 60512-2-5, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 2-5:
Essais de continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2e: Perturbation de contact

IEC 60512-6-4. Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie 6-4:

Essais (

IEC 605
Essais (

IEC 605
mesures

IEC 605
Partie 1

IEC 605
Partie 1
gaz

IEC 605
Partie 1

IEC 605
Partie 1

IEC 605
Partie 1

3 Tern

Pour led
les suiv

le contraintes dynamiques — Essai 6d: Vibrations (sinusoidales)

12-9-2, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures— Pa
'endurance — Essai 9b: Charge électrique et température

12-11-1, Connecteurs pour équipements électriques et électroniques — E
b — Partie 11-1: Essais climatiques — Essai 11a — Séquence climatique

12-11-4, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et me
1-4: Essais climatiques — Essai 11d: Variations rapides de température

12-11-7, Connecteurs pour équipements éléctroniques — Essais et me
1-7: Essais climatiques — Essai 11g: Essai de.corrosion dans un flux de mél

12-11-9, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et me
1-9: Essais climatiques — Essai 11i:>Chaleur seche

12-11-10, Connecteurs pour’équipements électroniques — Essais et me
1-10: Essais climatiques — Essai 11j: Froid

12-11-12, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et me
1-12: Essais climatiques — Essai 11m: Essai cyclique de chaleur humide

mes et définitions

ants( s'appliquent.

rtie 9-2:

ssais et

pures —

bures —
hnge de

pures —

pures —

pures —

besoins-du présent document, les termes et définitions de I'lEC 60050-581, alinsi que

L'ISO et I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp
3.1

conducteur

partie du cable ou du fil destinée a transporter du courant électrique

Note 1 a |

'article: Le conducteur peut étre:

a) massif, constitué d'un seul brin de section circulaire;

b) divisé, constitué de plusieurs brins de section circulaire assemblés par disposition en couches concentriques ou
en torons, et sans isolation entre eux.
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Note 2 a I'article: Les propriétés du cuivre sont conformes a I'lEC 60228.

[SOURCE: IEC 60189-1:2018, 3.1, modifié — La Note 2 a I'article a été ajoutée.]

3.2

fil

conducteur isolé ou assemblage de plusieurs conducteurs isolés, disposés ensemble et qui
peuvent étre munis d'un écran

Note 1 a I'article: Le fil peut étre:

a) unique, constitué d'un seul conducteur isolé;

b) multipfe; constitué de plusieurs conducieurs Isoles.

[SOURCE: IEC 60189-1:2018, 3.2, modifié — Suppression de "basse fréquence" dans le titre et
la Note P a I'article énumérant les désignations.]

3.3
connexjon autodénudante
connexjon CAD

connexipn électrique sans soudure réalisée par l'insertion dunJseul fil dans une fente
parfaitemment définie d'un contact de telle maniére que les bords\de€ la fente déplacent|l'isolant
et déforment le conducteur d'un fil massif ou les brins d'un fil divisé afin d'établir une connexion
étanchel aux gaz

VOIR: Higure 2.
Fil discret
.vr'-j / = @ il § :'1 ®' )|
\/C o~ Contact CAD Céble en nappe de
conducteurs divisgs
IEC
Figure 2 — Connexion autodénudante
3.31

connexjon aGtodénudante accessible
connexjon,CAD accessible
connexipnn€AD dans laquelle I'accées aux points de mesure pour réaliser les essais mécaniques
(par exemple I'essai de force d'extraction transversale) et les mesures électriques (par exemple
la résistance de contact) est possible sans qu'il soit nécessaire de supprimer une quelconque
caractéristique de conception pour réaliser et/ou maintenir la connexion CAD
(voir IEC 60352-3)

3.3.2

connexion autodénudante non accessible

connexion CAD non accessible

connexion CAD dans laquelle I'acces aux points de mesure pour réaliser les essais mécaniques
(par exemple l'essai de force d'extraction transversale) et en partie les mesures électriques
(par exemple la résistance de contact) n'est pas possible sans qu'il soit nécessaire de
supprimer une quelconque caractéristique de conception pour réaliser et/ou maintenir la
connexion CAD. Ceci est principalement vrai lorsque la connexion CAD est enfermée dans un
composant
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pour connexion autodénudante
CAD
congu pour recevoir un fil dans le but de réaliser une connexion CAD

pour connexion autodénudante réutilisable
CAD réutilisable
CAD qui peut étre utilisé plus d'une fois

pour connexion autodénudante non réutilisable

contact
contact

3.5
fente
ouvertu
l'isolant

VOIR: H

3.5.1

CAD non reutilisable
ICAD qui ne peut étre utilisé qu'une seule fois

e de forme adéquate du contact CAD capable d'assurer la connexion ou de s

igure 3.

Fente de connexion

x o'l
—’mc/

N
N
Fente support d’isolant ou / "

J
deuxiéme fente de connexion >

.

IEC

Figure 3 — Fente

fente de¢ connexion

ouvertu
une con

e de farme adéquate du contact CAD capable de déplacer I'isolant du fil et de
nexien.€tanche aux gaz entre le contact et le(s) conducteur(s) du fil

Note 1 a

‘article:  Dans certains cas—une deuxiéeme fente de connexion est utilisée afin d'obtenir une
T

ipporter

garantir

onnexion

double.

3.5.2

fente support d'isolant
ouverture de forme adéquate du contact CAD capable de supporter I'isolant

3.6
paroi
partie m

étallique de forme adéquate du contact CAD de chaque cbté de la fente
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VOIR: Figure 4.
/—'\ /"\
.\,> Parois
Fente
_ - Contact CAD
o>
IEC (19
Figure 4 — Paroi q//b‘
3.7 Q(b
diamétre apparent ©
<d'un cgnducteur divisé> diamétre du cercle circonscrit au toronQ}g’brlns
A
S\
3.8 O
bloc de|guidage
partie dg forme spéciale du composant, par exemple Q onnecteur qui guide et ins¢re le(s)
fil(s) daps la (les) fente(s); en plus, il peut réaliser diautres caractéristiques mécaniques, par
exemplg tenir le(s) fil(s) dans la (les) bonne(s) ition(s), support d'isolant de lajou des
connexipns CAD, charge secondaire sur le(s) QQ@act(s) CAD ou les parois
\
VOIR: Figure 5.
Bloq de guidage
Céble én nappe ou
fils discrets
CGontact CAD
\<</C) Figure 5 — Bloc de guidage
3.9

outil d'insertion du fil
outil manuel ou assisté pour réaliser une connexion autodénudante par l'insertion contrélée du
ou des fils dans une position prédéfinie d'une ou de plusieurs des fentes

[SOURCE: IEC 60050-581:2008, 581-24-27]

3.10

outil d'extraction des fils
dispositif prévu pour extraire le ou les fils du contact pour connexion autodénudante

[SOURCE: IEC 60050-581:2008, 581-24-28]
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4 Exécution

Le fabricant de contacts CAD non accessibles ou de composants (par exemple connecteurs
multicontacts) qui utilise ces contacts doit fournir des instructions d'assemblage des connexions
CAD non accessibles.

Les connexions CAD non accessibles doivent étre exécutées de fagon soignée et
professionnelle, selon les régles de l'art.

L'Annexe A (informative) fournit un guide pratique et peut servir de référence pour I'évaluation
de I'exécution.

NOTE Certains secteurs industriels (par exemple 'automobile, 'aérospatiale, la marine, le nucléaire}] I'armée)
utilisent dles normes d'exécution qui peuvent étre prises en compte par accord entre le fabricant et Jfutilisdteur.

5 Conditions préalables relatives au programme d'essais de base

5.1 Généralités

Les connexions CAD non accessibles qui satisfont aux conditions jpréalables suivantes, qui
sont bagées sur I'expérience industrielle, doivent étre évaluées\conformément au programme
d'essaig de base.

Toutes [les conditions préalables sont essentielles .au’/ méme niveau d'importance. Les
connexipns CAD non accessibles qui ne satisfont pas.a‘toutes ces conditions préalabl¢s, mais
qui son{ couvertes par le domaine d'application du.présent document, doivent étre gvaluées
conformément au programme d'essais complet.

5.2 Conditions préalables relatives auxicontacts CAD
5.2.1 Matiéres des contacts CAD non accessibles

Des nuances appropriées d'alliages-de cuivre, telles que cuivre-étain (bronze), cuivre-zinc
(laiton),|etc. doivent étre utilisées:

Si des alliages cuivre-zincssant utilisés, il convient de prendre des précautions quant adix effets
de fissuration dus a la corrosion sous contrainte.

5.2.2 Dimensions des contacts CAD non accessibles

La qualité d'une.connexion CAD non accessible dépend des dimensions du contact JAD non
accessible, en particulier de ses fentes et parois, associées aux caractéristiques des matiéres
utilisées.

Les dimensions doivent étre définies de maniére a étre adaptées au fil ou a la gamme de fils
pour lequel le contact CAD non accessible est congu. La bonne adaptation est vérifiée en
appliquant le programme d'essais défini dans les Articles 6 a 8.

5.2.3 Traitements de surface des contacts CAD non accessibles

La zone de contact d'un contact CAD non accessible doit étre revétue d'étain ou d'argent, d'or,
de palladium ou de leurs alliages. La surface de la zone de contact doit étre exempte de
contamination et de corrosion nuisibles.
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5.2.4 Caractéristiques de conception des contacts CAD non accessibles

Les contacts CAD non accessibles peuvent étre différenciés selon les conditions de réutilisation
et selon la gamme de sections de fil qu'ils peuvent accepter. De ceci résultent les types
suivants:

a) les contacts CAD réutilisables congus pour un diamétre, ou une section, nominal spécifié
de conducteur;

b) les contacts CAD réutilisables congus pour une gamme de diameétres, ou de sections,
spécifiée de conducteur;

c) les contacts CAD non réutilisables congus pour un diametre, ou une section, nominal
spécifié de conducteur;

d) les ¢ontacts CAD non réutilisables congus pour une gamme de diamétres, ou de s|ections,
spégifiée de conducteur.

Les borfls des parois doivent étre lisses et exempts de bavures afin d'éviter des-détériprations
involontpires sur le(s) conducteur(s) ou l'isolant.

5.3 Conditions préalables relatives aux fils et aux conducteurs
5.3.1 Fils et conducteurs

Des céafjles en nappe ou des fils discrets fils a conducteur cylindrique massif ou a corjducteur
divisé constitué de sept brins simples, conformément a-RIEC 60228, classe 2, doivent étre
utilisés.
5.3.2 Matiéres des conducteurs

La mati¢re des conducteurs doit étre du cuivre\recuit. 1l doit avoir un allongement a la[rupture
d'au mojns 10 %.

5.3.3 Dimensions des fils et des.conducteurs
Difféerentes gammes de fils doivent.étre utilisées:

— des tonducteurs cylindrigues massifs monobrins de diamétre 0,25 mm a 1,4 mm (dg section
0,049 mm2 a 1,5 mm?2):ou

— des ponducteurs diVisés de seulement sept brins et de 0,075 mm?2 & 1,5 mm?2 de sdction.
5.3.4 Traitements de surface des conducteurs

Les conducteurs cylindriques massifs doivent étre bruts ou revétus d'étain ou d'argent. Les
conducteurs.divisés doivent étre bruts ou revétus d'étain ou d'argent.

5.3.5 Isolant du fil

La spécification particuliere du produit ou la spécification du fabricant du contact CAD non
accessible ou du connecteur utilisant ledit contact CAD non accessible doit spécifier le diamétre
extérieur du fil qu'il peut accepter.

La matiere isolante doit étre compatible avec le procédé de connexion autodénudante,
c'est-a-dire qu'elle doit pouvoir étre aisément déplacée par les bords intérieurs des parois sans
toutefois couper le conducteur ou les brins du conducteur. Dans le cas des conducteurs divisés,
I'isolant doit en plus pouvoir assurer le maintien des brins de maniére qu'ils ne soient pas
exagérément écartés lors de la réalisation de la connexion CAD.

Pour les cables en nappe, l'isolant entre les conducteurs, y compris tout isolant supplémentaire
formant la nappe, doit en plus pouvoir étre aisément percé par les extrémités des parois.
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5.4 Connexions autodénudantes non accessibles (connexions CAD)

a) La combinaison du fil, du contact CAD non accessible et, le cas échéant, de I'outil de
cablage doit étre compatible.

b) Lorsque le fil est inséré dans la fente de connexion du contact CAD non accessible, les
faces internes des parois doivent déplacer I'isolant du fil et déformer:

— le diamétre du conducteur cylindrique massif;
ou

— le diamétre apparent du conducteur divisé (c'est-a-dire le cercle circonscrit au toron de
brins) et, en plus, le diamétre des brins qui sont en contact avec les parois afin d'établir
une connexion étanche aux gaz.

c) Le {iT doit étre correcitement placé dans Ta fente de connexion du coniact CJAD non
accessible comme spécifié par la spécification particuliére du produit ou la spécification du
fabr|cant (soit du contact CAD accessible, soit du connecteur utilisant ce contact).|ll doit y
avoir une distance suffisante entre le contact et I'extrémité du fil. La valeur"minimale de
cett¢ distance dépend du fil utilisé et doit étre comme spécifié dans’la spédification
partjculiere du produit ou la spécification du fabricant.

d) Il ng doit y avoir qu'un seul fil par fente connexion.
6 Essais

6.1 Vjue d'ensemble

Tous lgs essais doivent étre effectués avec des_.contacts CAD non accessibles| et des
connexipns CAD non accessibles dans leurs positionsthormales d'utilisation, par exemple dans
leurs bqfitiers (par exemple le corps isolant du copnecteur).

Si un contact CAD non accessible est congu pour accepter plus d'une connexion GAD non
accessible, chaque connexion doit étre soumise a essai individuellement.

6.2 Généralités

Comme|expliqué dans l'introduction du présent document, il y a deux programmes d'egsais qui
doivent [s'appliquer dans les conditions suivantes:

— les gonnexions CAD{ non accessibles conformes a toutes les conditions préalables de
I'Article 5 doivent éife soumises a essai conformément aux exigences du programme
d'espais de base-donné en 8.2 et satisfaire a toutes ces exigences;

— les ¢onnexions* CAD non accessibles qui ne sont pas totalement conformes a toptes les
conditions—prealables de I'Article 5, par exemple celles qui sont réalisées ayec des
dimegnsions de fil et/ou de contact et/ou des matiéres différentes, ou qui sont constituées de
plus|didn fil dans une fente de connexion, doivent étre soumises a essai et satisfaire aux
exigences du programme dessais complef donné en 8.3.

6.3 Conditions normales d'essai

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent étre effectués dans tes conditions
atmosphériques normales pour les essais, comme spécifié dans I'lEC 60512-1. La température
ambiante et I'humidité relative auxquelles les mesures sont effectuées doivent étre consignées
dans le rapport d'essai.

En cas de litige concernant les résultats d'essais, I'essai doit étre répété suivant l'une des
conditions d'arbitrage indiquées dans I'lEC 60068-1.

6.4 Préconditionnement

Si cela est spécifié, les connexions doivent étre préconditionnées dans les conditions
atmosphériques normales pour les essais durant 24 h, conformément a I'lEC 60512-1.
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6.5 Reprise

Si cela est spécifié, il faut laisser I'éprouvette récupérer dans les conditions atmosphériques
normales pour les essais pendant 1 h a 2 h aprés les essais conformément a I'lEC 60512-1.

6.6 Eprouvette

Une éprouvette doit comprendre le composant ayant un contact CAD accessible, ou un nombre
spécifié de ceux-ci, avec des fils connectés conformément aux instructions du fabricant sur les
fentes de connexion de chaque contact CAD accessible. Les fils connectés a un connecteur
multicontact peuvent étre un cable multiconducteur ou des fils discrets.

Lorsqu’ utilisant

la méth

de de montage normale, sauf spécification contraire.

7 Essais

7.1 Examen général

Les espais doivent étre effectués conformément a I'Essaidag Examen visuel selon
I''EC 60b12-1-1 et I'Essai 1b: Examen dimensionnel et vérification de masse, selon
I''EC 60p12-1-2. L'examen visuel peut étre effectué avec un groessissement d'environ cjinq fois.

Toutes [les piéces doivent étre examinées pour s'assuirer qu'elles satisfont aux conditions
préalables et aux exigences des Articles 5 a 6.

L'Annexe B donne des exemples de bonnes CADCou de résultats négatifs.

Pour un meilleur contréle visuel, des micrgséctions transversales des CAD accessibles sont
recommjandées. En outre, des méthodes.de contréle non destructif plus avancées (par ¢xemple
la scarjographie) peuvent étre utilisées. L'Annexe B donne des exemples de [bonnes
microseftions transversales ou de résultats négatifs.

7.2 Elssais mécaniques
7.21 Généralités

La tenug mécaniqueaxiale et transversale des connexions cablées incluant les élémepts sup-
ports d'isolant applicables est spécifiée dans la spécification particuliére du produit.

7.2.2 Pliage'du cable/fil

L'objet dé.cet essai est d'évaluer la capacité d'une connexion CAD non accessible a slipporter
les contraintes mécaniques provoquées par le pliage du fil ou du cable en nappe connecté dans
des conditions spécifiées.

L'éprouvette doit étre fermement maintenue dans une position telle que le(s) fil(s) ou le cable
en nappe pend(ent) suivant son (leur) axe longitudinal dans la ou les fentes de connexion. Une
charge axiale F doit étre appliquée a I'extrémité libre du (des) fil(s) ou du (des) cable(s) en
nappe pour le(s) maintenir droit(s).

La valeur de cette charge doit étre:

— de 5% a 10 % de la tenue a la rupture du fil lorsque des fils discrets sont a soumettre a
essai;
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— de 10 N a 50 N lorsque des cables en nappe sont a soumettre a essai. La charge applicable
dépend du nombre de fils du cable, du diamétre du fil, du type et/ou de la matiére de l'isolant.
Elle doit étre spécifiée dans la spécification particuliere du produit. La charge doit étre
uniformément répartie sur tout le cable.

Le(s) fil(s) ou le(s) cable(s) doit (doivent) alors étre plié(s) de part et d'autre de la verticale, ce
qui constitue un cycle. L'angle de pliage a doit étre égal a 30°.

Les autres valeurs privilégiées de I'angle de pliage indiquées dans la spécification particuliere
du produit sont 60° et 90°.

Le pliage du cable/fil doit étre réalisé en utilisant un dispositif approprié, par exemple comme

représe

Le nomt

e a ta FIgure o.

bre de cycles de I'essai de pliage doit étre de 10.

Si des fils discrets connectés a un connecteur multicontact sont a soumettre/a essai, I'¢

pliage d
dans la
a essai
produit.

u fil doit étre effectué sur le nombre de fils (éprouvettes) par_ Cemposant a §
spécification du produit particuliére (voir aussi 8.1). Les éprquvettes sont a sqg
'une aprés l'autre ou simultanément selon indication de la/spécification particy

La pe;jurbation de contact doit étre surveillée durant,la’ totalité de I'essai dg

confor

La limitd

ément a I'Essai 2e: Perturbation de contact, seloh\''{EC 60512-2-5.

de la durée de la perturbation de contact doit étre de 1 pus.

Aprés les essais, le(s) contact(s) ne doit<(doivent) pas étre endommagé(s)

conduct

eur(s) ne doit (doivent) pas étre casse(s).

Dimensions en nf

dispositif de maintien

Connecteur
(fermement maintenu)

pssai de
pécifier
umettre
liere du

pliage

et le(s)

illimétres

7.2.3

| ‘ I I contréle du pliage

, WO
7/ )
/ . cable plat en nappe
crayons d'activité ,° | PJ \, ou fil connecté impulsion de I'équipement de
.,' J;F \ déplacement (inclinable)
| N
4\.___0(.:_3(2’“_ .-

IEC

Figure 6 — Montage d'essai, pliage du céable/fil

Vibrations

L'essai doit étre effectué conformément a I'Essai 6d: Vibrations, selon I'|EC 60512-6-4.

Les éprouvettes doivent étre maintenues fermement sur une table de vibrations.
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Un exemple de montage d'essai approprié pour l'essai d'un composant contenant des
connexions CAD non accessibles est représenté a la Figure 7.

La perturbation de contact doit étre surveillée durant lI'essai de vibrations conformément
a I'Essai 2e: Perturbation de contact, selon I'lEC 60512-2-5.

La limite de la durée de la perturbation de contact doit étre de 1 us.

Dispositif de Longueur du fil libre Dispositif de
maintien 50 mm maintien

Cetrposantaree— - —
connexions CAD —»— Point de connexion/ Fil(s) ou cable
et dispositif pour la mesure en happe
de maintien électrique

| D . ]

Table de vibration

IEC
Figure 7 — Montage d'essai, vibrations

Tableau 1 — Vibrations, sévérités d'essai privilégiées

Gamme de fréquences 10 Hz a 55 Hz 10 Hz a 500 Hz 10 Hz a 2 000 Hz
Fréquence de transfert — 57 Hz a 62 Hz 57 Hz a 62|Hz
Amplitude du déplacement sous la fréquence 0,35 mm 0,35 mm 1,5 mm
de transfert
Amplitude de I'accélération au-dessus de la — 50 m/s? (5 g) 200 m/s2 (20 g)
fréquence de transfert
Directions 3 axes 3 axes 3 axes
Nombreg de cycles de balayage par direction 5 5 5

La sévérité d'essai applicable.conformément au Tableau 1 doit étre indiquée par le fabificant ou
dans la [spécification particuliere du produit.

7.2.4 Recéablagéides connexions, contacts CAD non accessibles réutilisables

Le but de cet essai est d'évaluer I'aptitude d'une connexion CAD non accessible réutilisable a
supporter umnoembre spécifié de recablages.

Lorsquete terme “Specifie*estutitise ci-apres, I Se refere soitaux specificatfons applicables
fournies comme instructions d'accompagnement, soit a la spécification particuliere du produit
ou, a défaut, a la spécification du fabricant.

Ci-aprés, toutes les informations exigées pour cet essai sont diment soulignées.

Les contacts des connexions CAD non accessibles réutilisables peuvent étre partiellement ou
entierement démontés de la maniére définie dans la spécification particuliere du produit afin de
faciliter cet essai.

Un fil spécifié doit étre inséré dans un contact CAD non accessible réutilisable de la maniéere
spécifiée. Puis, le fil doit étre extrait de la maniere spécifiée. Ceci doit étre considéré comme
un cycle.
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Le dernier cycle du nombre spécifié de cycles d'essai consiste seulement a insérer le fil dans
le contact, c'est-a-dire que dans tous les cas, il doit y avoir une connexion CAD compléte aprés
le nombre spécifié de cycles d'essai.

Le méme contact CAD non accessible réutilisable doit étre utilisé pour le nombre total de cycles
d'essais spécifiés.

Une nouvelle partie du fil ou un nouveau fil du méme type doit étre utilisé pour chaque cycle
d'essai.

Si les contacts sont congus pour accepter une gamme de dimensions de fil, tous les cycles
excepté_| rnier ivent étre réalisé v I imensions maximal nducteur
spécifiées. Le dernier cycle ainsi que la mesure finale doivent étre réalisés avec les di
minimales de conducteur spécifiées.

Sévéritds des essais:

Les dimensions de conducteur pour le dernier cycle et le nombre de cycles a effectuer|doivent
étre spédcifiées. Les valeurs privilégiées du nombre de cycles sont 4,20 ou 100.

7.2.5 Microsection

Les éprpuvettes doivent étre soumises a un examen visuel/a l'aide de I'équipement approprié
dont le[grossissement doit étre de 10 fois, sauf indication contraire dans la spédification
particuligre du produit.

Le plan|de la microsection doit étre situé au bon_endroit, c'est-a-dire perpendiculaire a|l'axe du
fil et totalement dans le contact CAD.

Les ex|gences ci-dessous caractérisent-"des connexions acceptables, mais les| essais
meécaniques, électriques et climatiques doivent étre effectués dans tous les cas:

— le conducteur massif ou tous.les brins doivent étre situés entre |'ouverture et I'ektrémité
fermlée de la fente de connéxion a la distance définie par le fabricant du contact;

— la de¢formation du diamétre' du conducteur cylindrique massif ou du diamétre apparent du
conducteur divisé, y compris la déformation du diamétre de ses brins en contact dir¢ct avec
les parois, doit étrelidentifiable;

— les parois du contact CAD ne doivent pas présenter de dommage visible dd [a I'outil
d'indertion ou-au bloc de guidage.

Les Figlire 8t Figure 9 représentent des exemples pratiques de microsections de connexions
CAD nop_accessibles.

avant pression aprés pression correcte
B 4 D 4 » » ll

039,
3
050

|

VN

’

IEC

Figure 8 — Connexion CAD non accessible réalisée avec un conducteur divisé
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NOTE E

i

& \\\

IEC

Figure 9 — Connexion CAD non accessible réalisée
avec un conducteur cylindrique massif

h outre, des méthodes de contrdle non destructif plus avancées (par exemple la scanographigl)

peuvent

étre utilis¢es. L'appréciation de la microsection peut s'avérer trés difficile et est a considérer avec prudenee|en raison

de la gr
microsect

7.3 E

7.3.1

hinde latitude d'interprétation entre expérimentateurs. L'Article A.3 donne des exemples” dge
ons transversales ou de résultats négatifs.

Issais électriques

Généralités

bonnes

La spédgification particuliéere du composant ou la spécification du-fabricant doit prescrire la
tempérdture haute de la catégorie climatique (THC) et la température basse de la catégorie

climatiq

NOTE 1

coinciden
I'EC 619
fabricant

NOTE 2

NOTE 3

e (TBC) qui doivent étre utilisées pour les essais suivants.

Hu connecteur.

Le courant limite d'une connexion CAD peut consister en un seul contact CAD combiné avec ung

Ces températures, lorsque les connexions CAD soumis€s™a essai sont utilisées dans un cdnnecteur,
avec la ULT (température limite supérieure) et la LLT\ (température limite inférieure) définies dans
4 et déclarées dans la spécification particuliére du, connecteur (norme IEC) ou dans la spécif|cation du

La courbe avec coefficient de réduction définie. par I'Essai 5b de I''EC 60512-5-2 constitue y§in moyen
typique d¢ fournir ces informations.

certaine

dimension de conducteur pour laquelle le contact est approprié. Cependant, dans le cas de I'utilisation de|plusieurs

ensemble|

est celui Ju composant totalement cablé et-chargé en continu.

NOTE 4
7.3.2

L'essai

contact,
contact,
spécific

Lorsqug dés connexions CAD non accessibles sont a soumettre a essai, un montage

appropr

Composant avec 7
connexions CAD Point de connexion —

Point de mesure A

5 de contacts CAD dans un composant comme un connecteur multicontact, le courant limite er

Le choix du fil (section, gaine)/peut limiter le courant limite de la connexion CAD.

Résistance de contact

ption particuliére du produit ou la spécification du fabricant.

é comme représenté a la Figure 10 doit étre utilisé.

Longueur du fil libre .
Point de mesure B

Fil(s) ou

o et -
et dispositif — | cable en nappe

de maintien - pour la mesure

électrique

Figure 10 — Montage d'essai, résistance de contact

question

de résistance _de’ contact doit étre effectué conformément a I'Essai 2a: Résistance de
méthode du-niveau des millivolts, selon I'EC 60512-2-1 ou I'Essai 2b: Résistpnce de
méthode< du courant d'essai spécifié de I'IlEC 60512-2-2 comme spécifié dans

d'essai

IEC
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Lorsque I'Essai 2b selon I'lEC 60512-2-2 est appliqué, le courant d'essai doit étre de 1 A par
mm?2 de section du conducteur. La durée d'application du courant d'essai doit étre suffisamment
bréve afin d'éviter I'échauffement des éprouvettes.

Les valeurs maximales admises pour la résistance de contact initiale, indiquées dans
le Tableau 2, ne comprennent pas la résistance due a la longueur supplémentaire de fil. Cette
résistance supplémentaire doit étre déduite de la valeur mesurée totale.

La variation maximale admise de la résistance est a ajouter a la résistance initiale mesurée et
non a la limite initiale admise, c'est-a-dire que la résistance de contact maximale admise aprés
conditionnement est égale a la valeur initiale mesurée augmentée de la variation maximale
autorisée indiquée dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Résistance de contact des connexions CAD non accessibles,
valeurs maximales admises

Variation maximale de
Résistance de la résistance apres
contact initiale essais mécanfique,
Contact CAD Conducteur maximale électrique pu
climatiqup
mQ mQ

conducteur revétu 5 1

cylindrique
massif brut 10 1

Fevétu
revétu 10 2
conducteur divisé

brut 10 5
conducteur revétd 10 1

cylindrique
massif brut 10 1

brut
revétu 10 2
conducteur divisé

brut 10 5

7.3.3 Charge électrique et température

L'essai Hoit étre effectué-Conformément a I'Essai 9b: Charge électrique et température, selon
I'NEC 60b12-9-2. Les détails suivants doivent s'appliquer:

— température maximale de fonctionnement: +100 °C (THC)
— durge de l'éssai: 1000 h

Le courantd'essai doit é&tre comme spécifié dans la spécification particuliere du produit ou la
spécification du fapbricant.

7.4 Essais climatiques
7.4.1 Généralités

La spécification particuliere du produit ou la spécification du fabricant doit prescrire la
température haute de la catégorie climatique (THC) et la température basse de la catégorie
climatique (TBC) qui doivent étre utilisées pour les essais suivants.
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Variations rapides de température

L'essai doit étre effectué conformément a I'Essai 11d: Variations rapides de température, selon

I''EC 60512-11-4. Les détails suivants doivent s'appliquer:
— basse température: Tp -55 °C (TBC)
— haute température: Tg +100 °C (THC)
— durée de I'exposition: 1 30 min
— nombre de cycles: 5
7.4.3 Séquence climatique

L'essa
I'EC 6

7.4.4

L'essa

i | doit étre effectué conformément a |[|'Essai 11a: Séquence climatique

0pb12-11-1. Les détails suivants doivent s'appliquer:

chaleur séche: IEC 60512-11-9, Essais 11i
température d'essai: +100 °C (THC)

chaleur humide, cyclique: IEC 60512-11-12, Essai A1m
température d'essai: +55 °C

npmbre de cycles: 6

variante: 2

froid: IEC 60512;11-10, Essai 11j
température d'essai: -55 °C (TBC)

Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz

i |doit étre effectué conformément a I'Essai 11g: Essai de corrosion dans un

mélangg¢ de gaz, selon I'lEC 60542-11-7.

Les déttils suivants doiventis'appliquer:

Méthode: 1
Durée de I'exposition: 10 jours
NOTE Cet-essai applique une méthode avec un mélange de deux gaz.
corjcentration de SO,: (500 = 100) 1079 (vol/vol)
concentration de H,S: (100 + 20) 10-9 (vol/val)
température: (25+1)°C
humidité relative: (75 £ 3) %

7.4.5 Chaleur humide, cyclique

selon

flux de

L'essai doit étre effectué conformément a I'Essai 11m: Cyclique de chaleur humide, selon
I''EC 60512-11-12. Les détails suivants doivent s'appliquer:

température d'essai: +55 °C

nombre de cycles: 6

variante: 2


https://iecnorm.com/api/?name=256f336c0105bbfe92a2b796a4769145

- 66 - IEC 60352-4:2020 © |IEC 2020

8 Programme d'essais

8.1 Généralités
8.1.1 Apercgu

Les éprouvettes doivent étre préparées avant les essais. Chaque éprouvette doit étre
constituée d'un contact CAD et d'un fil inséré dans une fente de connexion.

8.1.2 Connexions CAD avec contacts appropriés pour une gamme de diamétres de fil

Lorsque les connexions CAD avec contacts congus pour accepter une gamme de diamétres de
fil sont Fsoumettreaessaitesessaisdoiventétreeffecttrés——————————————

a) sur |le nombre d'éprouvettes spécifié dans le Tableau 3 réalisées avec des~fils ayant le
diameétre de conducteur minimal de la gamme;

et en plus,

b) sur |e nombre d'éprouvettes spécifié dans le Tableau 3 réalisées.avec des fils ayant le
diamétre de conducteur maximal de la gamme.

8.1.3 Connecteurs multicontacts

Lorsqueg des connecteurs multicontacts sont a soumettre a €ssai, le nombre d'éprouvettes exigé
(connexlions CAD) doit étre réparti uniformément sur plusieurs composants:

Avant de préparer les éprouvettes, il faut vérifier que:

a) les gontacts et les fils sont corrects;

b) [I'outjl d'insertion du fil utilisé est appropri€;

c) I'outfl fonctionne correctement;

d) l'opgrateur est capable de réaliser des connexions CAD conformes aux conditions
préglables de 5.3.

Tableau 3 — Nombre d'éprouvettes exigé

Contacts non réutilisables Contacts réutilisablesl
Programme Pour un Pour une gamme de Pour un Pour une gamlne de
d'essdis Paragraphie | giametre diameétres de fils diametre diamétres d¢ fils
de fil de fil
seulement Maximum Minimum seulement Maximum M{nimum
8.2.3.1 20 et 2 20 et2 20 et 2 20 et 2 20 et 2 20 et 2
Programme (facultatif)® | (facultatif)® | (facultatif)® | (facultatif)® | (facultatif)® | (fapultatif)®
d'essaid de .
base, 8.2 2%et2 )
’ 8.2.3.2 b ¢
(facultatif)® 2 ° et 2 (facultatif)
8.3.3.1.2 2 2 2 2 2 2
(facultatif)® | (facultatif)® | (facultatif)® | (facultatif)® | (facultatif)® | (facultatif)®
Programme 8.3.3.1.3 20 20 20 20 20 20
d'essais 8.3.3.1.4 20 20 20 20 20 20
complet,
8.3 8.3.3.1.5 20 20 20 20 20 20
8.3.3.2 40 et 2 40 et 2
(facultatif) © (facultatif) ©
2  pour microsection.
b pour recablage des connexions (avec le méme contact, voir 7.2.4).
¢ pour recablage des connexions (avec le méme contact, voir 7.2.4) et microsection.
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rogramme d'essais de base

Généralités

Si le programme d'essais de base est applicable (voir 6.2), le nombre d'éprouvettes spécifié
dans le Tableau 3 doit étre préparé, puis soumis a I'examen initial conformément a 8.2.2.

Si des connexions CAD non accessibles, avec contacts réutilisables ou non, sont a soumettre
a essai, les 20 (ou 22) éprouvettes exigées doivent étre soumises aux essais conformément a

8.2.3.1.

Si des contacts, réutilisables ou non, congus pour une gamme de diamétres de fils sont a
soumettre a essai, les deux groupes exigés (voir 8.1 et Tableau 3) de 20 (ou 22) éprouvettes

chacun doivent etre soumis aux essais conformement a 8.2.3.1.
Si des [connexions CAD avec contacts réutilisables sont a soumettre a essai;\les 2 (ou 4)
éprouveltes exigées doivent étre soumises aux essais supplémentaires conformément a §.2.3.2.
8.2.2 Examen initial
Toutes les éprouvettes doivent étre soumises a un examen visuel entilisant I'Essai {1a selon
I''EC 60b12-1-1 pour s'assurer que les conditions préalables ,applicables de 5.3 |ont été
satisfaites.
8.2.3 Essais de connexions CAD non accessibles
8.2.3.1 Essais de connexions CAD non accessibles’avec contacts réutilisables ou non
Pour soumettre a essai les contacts CAD non réutilisables, 20 éprouvettes et 2 éprouvettes
(facultafives) sont exigées et, en plus, si des coftacts congus pour une gamme de dipmétres
de fils spnt a soumettre a essai, 20 éprouvettes et 2 éprouvettes (facultatives) sont exigées.
Aprés I'examen initial (voir 8.2.2), 20 éprouvettes ou 2 x 20 éprouvettes, selon le cas,|doivent
étre soUmises aux essais suivants énumerés dans le Tableau 4.
Tableau 4 — Programme ,d'essais de qualification — Groupe d'essais 1
Essai Mesure a effectuer
Phase > Sévérité ou .
d'essai : Partie de i : Partie de .
Titre IHEC 60512 con'dltlon_ Titre I'IEC 60512 Exigences
de l'essai
Résistance IEC 60512-2-1 7.3.2
P1.1 de contact ou Tablgau 2
IEC 60512-2-2
— 7.2.2 Durée|de la
P12 Bliage du i Perturbation IEC 60512-2-5 perturbation de
10 cycles de contact contagt 1 us
nTaX.
7.4.2
TBC -55 °C
Variations TH%
P1.3 rapides de IEC 60512-11-4 +100 °C —
température Durée de
I'exposition:
30 min
5 cycles
7.4.5
Chaleur Température
P1.4 humide, IEC 60512-11-12 +55 °C —
cyclique 6 cycles
Variante 2
Résistance IEC 60512-2-1 7.3.2
P1.5 de contact ou Tableau 2
IEC 60512-2-2
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Aprés I'examen initial (voir 8.2.2), les 2 éprouvettes facultatives restantes ou 2 x 2 éprouvettes,
selon le cas, peuvent étre soumises aux essais suivants énuméreés dans le Tableau 5.

Tableau 5 — Programme d'essais de qualification — Groupe d'essais 2

Essai Mesure a effectuer
Phase
d'essai . Partie de Sévérité ou . Partie de .
Titre I'IEC 60512 condition de I'essai | 1" | rIEC 60512 | EXigences
P2 Microsection — 7.2.5 7.2.5
8.2.3.2 tHpplémen tacts

réutilisables

Pour squmettre a essai des contacts CAD réutilisables, 2 éprouvettes et ‘2 éprouvettes
(facultafives) supplémentaires sont exigées.

8.2.3.3 2 éprouvettes

Aprés I'examen initial (voir 8.2.2), les éprouvettes peuvent étre sogimises aux essais suivants
eénuméres dans le Tableau 6.

Tableau 6 — Programme d'essais de qualification — Groupe d'essais 3

Essai Mesure a effectuer
Phase AVArita
. Sévéritélou .
d'essai . Partie de e . Partie de
Titre I'IEC 60512 cor:%l:soar: de Titre I'lEC 60512 Ex|gences
P31 . Résistance | 'EC 6%?112_2_1 7.3.2
’ de contact Tapleau 2
IEC 60512-2-2
P32 Recéblag_e des . 724
connexions
P33 Résistance | 'EC 6%5u12_2_1 7.3.2
de contact IEC 60512-2-2 Tapleau 2
8.2.3.4 2 éprouvettes (facultatives)

Apres I'examenlinitial (voir 8.2.2), les éprouvettes peuvent étre soumises aux essais $uivants
énuméres dans le Tableau 7.

Fabteau-7—P p rsd Hfication—6 " -

Essai Mesure a effectuer

Phase o iex
. Sévérité ou .
d'essai . Partie de o . Partie de .
Titre I'IEC 60512 con'dltlon_ de Titre I'IEC 60512 Exigences
I'essai
P4 1 Recablage des . 704
connexions
P4.2 Microsection — 7.2.5 7.2.5
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8.3 Programme d'essais complet

8.3.1 Généralités

NOTE En général, le programme d'essais complet est effectué conformément au présent document, y compris les
sévérités d'essais qui y sont indiquées.

Lorsqu'une connexion CAD est intégrée a un composant, par exemple un connecteur, les sévérités d'essais données
dans la spécification particuliére peuvent étre appliquées.

Si le programme d'essais de complet est nécessaire (voir 6.2), le nombre exigé d'éprouvettes
spécifié dans le Tableau 3 doit étre préparé, puis soumis a lI'examen initial conformément a

8.3.2.

Si des donnexions CAD non accessibles, avec contacts réutilisables ou non, sont acsqumettre

a essai, les 62 éprouvettes exigées doivent étre soumises aux essais conformgment a

8.3.3.1.2, 8.3.3.1.3, 8.3.3.1.4 et 8.3.3.1.5 (groupes d'essais A, B, C et D).

Si des gontacts, réutilisables ou non, congus pour une gamme de diametres de fil§ sont a

soumetfre a essai, les deux groupes exigés (voir 8.1 et Tableau 3) de-62éprouvettes| chacun

doivent [étre soumises aux essais conformément a 8.3.3.1.2, 8.3.3.1:3,8.3.3.1.4 et §.3.3.1.5

(groupep d'essais A, B, C et D).

Si des qonnexions CAD non accessibles avec contacts réutilisables sont a soumettre fa essai,

les 42 éprouvettes exigées doivent étre soumises aux essais supplémentaires conformgment a

8.3.3.2.

8.3.2 Examen initial

Toutes |es éprouvettes doivent étre soumises¥a un examen visuel en utilisant I'Essai 1a de

I''EC 60p12-1-1.

8.3.3 Essais de connexions CAD pon accessibles

8.3.3.1 Essais de connexions-CAD non accessibles avec contacts réutilisables ou
non

8.3.3.1.1 Généralités

Pour solimettre a essai dés connexions CAD non réutilisables, 60 éprouvettes et 2 éprouvettes

(facultafives) sont exigées et, en plus, si les contacts congus pour une gamme de diamgtres de

fils sont|a soumettrera essai, 60 éprouvettes et 2 éprouvettes (facultatives) sont exigées.

Apres I'examen initial (voir 8.3.2), les éprouvettes doivent étre soumises aux essais suivants

conforrr1ément aux groupes d'essais A, B, C et D.

8.3.3.1.2

Groupe d'essai A, facultatif

2 éprouvettes; ou

2 x 2 éprouvettes, selon le cas, doivent étre soumises aux essais suivants énumérés dans le
Tableau 8.

Tableau 8 — Programme d'essais de qualification — Groupe d'essais A

Essai Mesure a effectuer
Phase AVArTFA
. Sévérité ou .
d'essai . Partie de o . Partie de .
Titre I'lEC 60512 cor:'dltlon_ de Titre I'IEC 60512 Exigence
essai
AP1 Microsection — 7.2.5 7.2.5
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2 x 20 éprouvettes, selon le cas, doivent étre soumises aux essais suivants énumérés dans le

Tableau 9.
Tableau 9 — Programme d'essais de qualification — Groupe d'essais B
Essai Mesure a effectuer
Phase AVArTFA
| i . Sévérité ou .
d'essai Titre I.rEa{Et':ngf, condition de Titre rré‘r':tlaengf') Exigences
I'essai
Résistance | 'EC 60512-2-1 7.3.2
BP1 de contact ou Tablgau 2
IEC 60512-2-2
7.2.2 Duréq de la
BP2 || Pliage du fi — Periurbation | |ec 605122-5 | Ponurbption de
10 cycles € contac conta us
max.
7.3.3
Charge maximate de
BP3 électrique et | IEC 60512-9-2 Xl 4
température fonctionnement
+100 °C
Durée 1 000 h
Résistance | 'EC 60512-2-1 7.3.2
BP4 de contact ou Tablgau 2
IEC 60512-2-2
8.3.3.1.4 Groupe d'essai C
20 éprolivettes; ou
2 x 20 gprouvettes, selon le cas, doivent étre soumises aux essais suivants énumérés|dans le
Tablead 10.

Tableau 10:—Programme d'essais de qualification — Groupe d'essais C

Essai Mesure a effectuer
Phase s oaex
. Sévérité ou .
d'essai X Partie de . . Partie de .
Titre I'lEC 60512 cor:'delllsoar: de Titre I'IEC 60512 Emgrnces
CP1 Résistance | 'EC 6%?112'2'1 7.3.2
de contact IEC 60512-2-2 Tableau 2
Durée de la
. . Perturbation perturbation
CP2 Vibrations IEC 60512-6-4 7.2.3 IEC 60512-2-5
de contact de contact
1 ys max.
7.4.2
. TBC -55 °C
Var_|at|ons THC + 100 °C
CP3 rapides de IEC 60512-11-4 Durée de —
température I'exposition
30 min
5 cycles
CP4 Séquence IEC 60512-11-1 7.4.3 —
climatique
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